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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

INTEGRATION OF INTERNAL ARC-FAULT MITIGATION SYSTEMS IN
POWER SWITCHGEAR AND CONTROLGEAR ASSEMBLIES
(PSC-ASSEMBLIES) ACCORDING TO IEC 61439-2

FOREWORD

The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising
all atiopal—electrotechnical—committeas C—Nationa Compitteas)- he—obiect—o G—is—to—promote
interpational co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic\flelds. To
this ¢nd and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications,
Techhical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred)to Jas "IEC
Publication(s)"). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee injterested
in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental gnd non-
govefnmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC-eollaborate$ closely
with |the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with cdonditions determined by
agre¢ment between the two organizations.

The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as neatly-as possible, an intefnational
consgnsus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation|from all
interg¢sted IEC National Committees.

ublications have the form of recommendations for international cuse“and are accepted by IEC [National
ittees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC
Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or| for any
misinfterpretation by any end user.

In order to promote international uniformity, IEC National Cemmittees undertake to apply IEC Pullications
transparently to the maximum extent possible in their natienal and regional publications. Any diyergence
betwgen any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indjcated in
the I3tter.

IEC f{tself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide cgnformity
assepsment services and, in some areas, acces§-to IEC marks of conformity. IEC is not responsiblg for any
serviges carried out by independent certificationdodies.

All ugers should ensure that they have the latest edition of this publication.

No lipbility shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual exgerts and
mempers of its technical committees @pd IEC National Committees for any personal injury, property dgmage or
othell damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal f¢es) and
expepses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC
Publications.

Attention is drawn to the/Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is
indispensable for the cofrect application of this publication.

Attenftion is drawn tothe possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the spbject of
patent rights. IEG shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

The main task” of IEC technical committees is to prepare International Standafds. In
exceptional _circumstances, a technical committee may propose the publication of a Tegchnical

Specification when

the required support cannot be obtained for the publication of an International Standard,
despite repeated efforts, or

the subject is still under technical development or where, for any other reason, there is the
future but no immediate possibility of an agreement on an International Standard.

Technical specifications are subject to review within three years of publication to decide
whether they can be transformed into International Standards.

IEC TS 63107, which is a technical specification, has been prepared by subcommittee 121B:
Low-voltage switchgear and controlgear assemblies, of IEC technical committee 121:
Switchgear and controlgear and their assemblies for low-voltage.
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The text of this technical specification is based on the following documents:

DTS Report on voting
121B/89/DTS 121B/97/RVDTS

Full information on the voting for the approval of this technical specification can be found in
the report on voting indicated in the above table.

This technical specification is to be read in conjunction with IEC 61439-1 and IEC 61439-2.
The provisions of IEC 61439-1 and IEC 61439-2 are applicable to this document where they
are specifically cited. When this document states "addition", "modification" or "replacement",

the relg
This dg

The co
stability
to the s
e rec
o with

e rep

vant text in IEC 61439-1 and |IEC 61439-2 is to be adapted accordingly.
cument has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

mmittee has decided that the contents of this document will remain-unchanged U
date indicated on the IEC web site under "http://webstore.iec.¢h~in the data
pecific document. At this date, the document will be

bnfirmed,

drawn,

aced by a revised edition, or

e ameénded.

ntil the
related

IMPOR
that i

TANT — The 'colour inside' logo on thescover page of this publication ind
contains colours which are considered to be useful for the c¢

cates
prrect

undergtanding of its contents. Users should therefore print this document using a

colour

printer.



https://iecnorm.com/api/?name=d28100178e1ebd128156c24c9d1dc520

IEC TS 63107:2020 © IEC 2020 -5-

INTRODUCTION

Internal arc-fault mitigation systems (IAMS) denote systems that consist of an internal arc-
fault control device (IACD) and an internal arc-fault reduction device (IARD).

An IACD and an IARD can be combined and designed in one device.

An IACD uses the effects of an arc, e.g. light, gas pressure, change of current and/or voltage
to detect an arc inside the power switchgear and controlgear assembly (PSC-assembly) to
generate a trigger signal for an associated IARD.

An IARD reduces the arc energy below the level which would be released if an IARD.Wwas not
present and the fault would be interrupted by the conventional short-circuit protective|device
(SCPD).

The operation of IARDs can be achieved by various methods, individuallyror in comfination
including, but not limited to, the following examples:

a) by interruption using an upstream SCPD triggered by an IACD;

b) by parallel connection of a low-impedance current path by using an arc quenching|device
(AQD) for commutation of current to this parallel path. Thé operation of an upstream
SCPD is also required to interrupt the short-circuit current caused by the AQD bgfore it
exceeds its current carrying capabilities;

¢) by Introducing a defined impedance in series with¢{the  arc-fault circuit by using an internal
arc{fault limiting device (IALD). An upstream SCRD may be required to extinguish tHe arc.

The mgst commonly used techniques are describbed under a) and b) above.

The pufpose of this document is:

— to define the specific requiremepts for the correct integration of the IAMS intg PSC-
assemblies which shall be fulfilled-by the original manufacturer of the assembly.

— to drovide the necessary requirements in order to verify the correct operation of the [[AMS.

— to provide the user with details of the different options that can be considered when
reqpuiring IAMS withina\PSC-assembly.

— to grovide guidance to the original manufacturer of PSC-assemblies on the constryctional
reqpirements needing particular attention when incorporating the IAMS.

For th¢ safe and reliable operation of the IAMS, the proper operation of the IARD in
conjung¢tion with” the accompanying IACD is crucial. It is assumed, that passing a|l tests
detailed in(this document will verify the correct functioning of the entire system (combination
and intpgration of the respective devices).

This document defines tests to verify there will be no unintentional operation of the IAMS
which could be caused by e.g. switching operation of built-in components.

It is important to consider the behaviour of the complete system when an internal arc occurs
immediately after the assembly is energised.

Additionally, external influences in surrounding environment, e.g. sources of light, have to be
considered.

The aim of the integration of the IAMS into PSC-assemblies is to reduce the released energy
in case of an internal arc-fault by using the activation of an IARD in order to:

— reduce the damage to PSC-assemblies;
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— improve the suitability of PSC-assemblies for further service after an internal arc-fault;
— improve the ability of PSC-assemblies to reduce the risk of injury to personnel;

The protection offered by an IAMS has some limitations. These are described in this
document in the term "IAMS protected area" (verified within specific ranges of values for the
rated operational voltage and the prospective short-circuit current) for the correct functioning
of the IAMS.

IEC TR 61641 provides guidance for testing of PSC-assemblies with an integrated IAMS
under conditions of arcing in air due to an internal fault and addresses personnel safety and
damage to the PSC-assembly. Subclause 10.101.4 of this document (Verification of an IAMS
in PSC-assemblies by test) is intended to be used in conjunction with IFC TR 61641
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INTEGRATION OF INTERNAL ARC-FAULT MITIGATION SYSTEMS IN
POWER SWITCHGEAR AND CONTROLGEAR ASSEMBLIES
(PSC-ASSEMBLIES) ACCORDING TO IEC 61439-2

1 Scope

This document states requirements for integration and testing of IAMS in low-voltage
switchgear _and controlgear assemblies — power switchgear and controlgear assemblies
accord|ng to IEC 61439-1 and IEC 61439-2 (PSC-assemblies) to demonstrate their [correct
operatipn.

This document does not address personnel safety or damage to the PSC.assembly.| These
requirements are dealt with in [IEC TR 61641 (see also 10.10.1).

NOTE This document can be used as a reference for other types of assemblies(inythe IEC 61439 sefies, but
adaptatipn of the test procedures and acceptance criteria can apply taking into account the specifics of sych other
assembljes or products.

IAMS donsist of IACDs and IARDs complying with their relevantproduct standard (e.g.|optical
based |ACDs in accordance with IEC 60947-9-2, AQDs in accordance with IEC 60947-9-1 and
SCPD’s in accordance with IEC 60947-2). For the reliable function in a PSC-assembly, the
verification of correct operation of the complete systenmunder built-in conditions is addressed.

This document applies only to enclosed PSC-assemblies and deals with all required
verificgdtions needed for the integration in conjunction with IEC 61439-1 and IEC 61439-2.

The tegt procedure given in this documentitakes into consideration:

— thelcorrect function of the IAMS within the PSC-assembly;
— thelprevention of unintended. operation of the IAMS within the PSC-assembly;
— thelfunctioning behaviour of the system immediately after the assembly is energised.

Different tests under more\severe conditions (e.g. doors in open position) can be penformed
with anf agreement between the user and the original manufacturer of the PSC-assembly.

This dgocument does not supersede any individual product standard. Individual deviges are
required to comply with their relevant standard.

This dgcument does not apply to integration of arc fault detection devices (AFDD) ac¢ording
to IEC B2606

The informative Annex Il gives guidance on particular constructional requirements for
incorporation of IAMS within a PSC-assembly.

The informative Annex HH gives guidance for the user of PSC-assemblies about the criteria to
be considered when specifying a PSC-assembly with an integrated IAMS.

2 Normative references

The following documents are referred to in the text in such a way that some or all of their
content constitutes requirements of this document. For dated references, only the edition
cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including
any amendments) applies.
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IEC 60947-9-1:2019, Low-voltage switchgear and controlgear - Part 9-1: Active arc-fault
mitigation systems - Arc quenching devices

IEC 60947-9-2:—, Low-voltage switchgear and controlgear - Active arc-fault mitigation
systems - Part 9-2: Optical-based internal arc-detection and mitigation devices

IEC 61439-1:2020, Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 1: General
rules

IEC 61439-2:—, Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 2: Power
switchgear and controlgear assemblies?

IEC TH 61641:2014, Enclosed low-voltage switchgear and controlgear assemblies th/ide for
testinglunder conditions of arcing due to internal fault

3 Terms and definitions

For thg purposes of this document, the terms and definitions given in/IEC 61439-2, and the
following, apply.

ISO arld IEC maintain terminological databases for use in’standardization at the foflowing
addrespes:

e |EQ Electropedia: available at http://www.electropedia.org/
e IS Online browsing platform: available at http://www.iso.org/obp

3.1
interngl arc-fault mitigation system
IAMS
system| consisting of an internal arc-fault control device (IACD) and an internal afc-fault
reductipn device (IARD) that operates.in case of an internal arc-fault

Note 1 t¢ entry: An IAMS can include a "combined type" single device which combines the functions of jan IACD
and an IARD as defined in IEC 60947-9-2.

Note 2 tg entry: This note applies to the French language only.

3.2
interngl arc-fault control device
IACD
device |intended-to detect an internal arc-fault, which provides a signal for operatign of a
separafe mitigation device, or automatically mitigates the internal arc-fault

Note 1 to—emtry TACD With mitigation capapitity compbmes 1M the same device mternar arc-rauitdetection and
breaking or making capabilities.

Note 2 to entry: This note applies to the French language only.

[SOURCE: IEC 60947-9-2:—, 3.3]

1 Under preparation. Stage at the time of publication: IEC/CCDV 60947-9-2:2020.
2 Under preparation. Stage at the time of publication: IEC/RFDIS 61439-2:2020.
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3.3

internal arc-fault reduction device

IARD
device

intended to reduce the energy released by an internal arc-fault

Note 1 to entry: An IARD can be achieved by a SCPD, AQD or IALD.

Note 2 to entry: This note applies to the French language only.

3.3.1

arc quenching device

AQD
IARD i

ath in

order t

Note 1 tq

[SOUR
with "IA

3.3.2

interngl arc-fault limiting device

IALD
IARD i
current

Note 1 tq

3.4
IAMS g
area n
extingu

3.5

automatic transfer switching equipment

ATSE
self-ac

Note 1 tq
Note 2 t(

Note 3 t(q

[SOUR

ntended to eliminate internal arc-faults by creating a lower impedance current
b cause the arcing current to transfer to the new current path

entry: This note applies to the French language only.

CE: IEC 60947-9-1:2019, 3.1, modified — In the definition "device" has been rg
RD" and the Note 1 to entry has been deleted.]

ntended to reduce the arc-fault current below a particular level other than a SCH
limiting functionality e.g. fuse or circuit-breaker

entry: This note applies to the French language only.

rotected area
onitored by an IAMS where an internal arc-fault is detected, mitigated and
ished, and where unintended operatjon as a result of a switching arc will not ocd

ing transfer switching.equipment

entry: ATSE normally includes all necessary devices for monitoring and transferring operations.
entry: ATSE_can have an optional feature for manual operation.

entry: Thisvnote applies to the French language only.

CE:(IEC 60947-6-1:2005/AMD1:2013, 3.1.4]

3.6

placed

D with

finally
ur

arc-fault mitigation time in an assembly

ImtA

interval of time between the ignition ¢, of the internal arc-fault and the significant commutation
of currents into the AQD

Note 1 to entry:

Note 2 to entry:

alternative to 7.

3.7

arc-energy

Earc
energy

released by the arc during the arcing-fault

Arc-fault mitigation time in an assembly is as described in Figure JJ.2 between points c) and g).

For applications without AQD(s) the arc-fault extinction time of IEC 60947-9-2 can be used as an
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4 Symbols and abbreviated terms

For the purposes of this document, symbols and abbreviated terms given in IEC 61439-2, as
well as those given in Table 1, apply.

Table 1 — Symbols and abbreviated terms

Symbol/Abbreviated Term Subclause
term
ACB air circuit-breaker JJ.1
AQD arc quenching device 3.3.1
ATSE automatic transfer switching equipment 3.5
E, . arc-energy 3.7
IACD internal arc-fault control device 3.2
IALD internal arc-fault limiting device 3.32
IAMS internal arc-fault mitigation system 31
IARD internal arc-fault reduction device 3.3
tmta arc-fault mitigation time in an assembly 3.6

5 Interface characteristics

Clause|5 of IEC 61439-2 is applicable except as follews.

Addition:

5.101 | Characteristics for each individual IAMS protected area
Declaration of IAMS protected areas shall include following parameters:

— range of prospective short-gircuit current (/;,) at the incoming terminals of thg
assembly declared for each TAMS protected area for which the IAMS is effective;

— range of rated operational voltages (U,) at the incoming terminals of the PSC-as

dedlared for each FAMS protected area for which the IAMS is effective;

— maximum arc_energy during the tests (E,,;) which is the highest value declared

whaole assembly defined by test(s) in 10.101.4.

PSC-

sembly

for the

The fupctioning behaviour of the IAMS immediately after the assembly is energised shall be

considTred.

NOTE The prospective short short-circuit current and rated operational voltages are in correlation.

6 Information

Clause 6 of IEC 61439-2:— is applicable except as follows.

6.1 PSC-assembly designation marking

Addition:

d) the type of IARD according to 6.2.1.101.
e) designation markings as required by the device manufacturer’s instructions shall be

complied with.
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Replacement of item g):

g) IEC 61439-2, IEC TS 63107

Addition:

6.2.1.101 Type of IAMS components used in the PSC-assembly

— Type of SCPD, if used as IARD;

— Type of AQD (e.g. single shot AQD, resettable AQD, fixed or withdrawable);

— Type of IALD;

- Ty e of IACD (ng stand alnnn’ multifunection aor r\nmhinnrl/\uifh or without enr\nndary_
senjsor(s)).

6.2.2 Instructions for handling, installation, operation and maintenance

Addition after first paragraph:

If an |optical based IACD is used, the assembly manufacturer, (using the opriginal

manufdcturer’s instructions where applicable) shall provide infermation in resgect to

unintenqded operations caused by any exposure to light source je.g. sun-light, flagh-light,

artificigl lighting.

In the ¢ase of a reusable IARD, a functional test shall be ¢onsidered during maintenande.

The assembly manufacturer’s instructions (based on.the original manufacturer’s instryctions)

shall in
conditi
fault in
IAMS.

7 Se

Clause

8 Co

Clause

8.5.3

Additiop:

clude all necessary information to enable“the assembly to be restored to ope
bns following an activation of the IAMS. This should include guidance, for exam
vestigation, maintenance, resetting ot>replacing one or several components

rvice conditions

7 of IEC 61439-2:— is(applicable.

nstructional requirements
8 of IEC 61439-2:— is applicable except as follows.

Selection of switching devices and components

ational
ple, on
of the

Optical based IACD shall be selected taking into account its immunity to ambient light,
according to the requirements of IEC 60947-9-2 (see 8.2.3, Light-immunity tests).

Additional subclauses:

8.5.102 Installation of IAMS

For assemblies including IAMS the original manufacturer shall provide specific technical
documentation for installation, e.g. the installation requirements of the IAMS in consideration
of the number, position and the required verifications to check the correct function of the
sensors after installation within the PSC-assembly.
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8.5.103 Quantity and location of sensors of an IAMS

The quantity, location and arrangement of the sensors to detect an internal arc-fault shall be
made according to the recommendations of the IACD manufacturer (see Annex 11.2) and
where applicable, the knowledge gained from previous testing.

Relevant characteristics for integration of an optical-based IACD delivered by the device
manufacturer are:

— selection of the type of sensors;

— distance for guaranteed detection at a specified distance (e.g. 10 kA and higher, X cm),
with_various angles;

— orig

The nJ
detaile
engine

Where
these ¢

8.5.104
The m

incoming / feeding device of the specific section in question. The conductors shall be 3

as pos
mecha

8.102

Areas

assembly manufacturer and the user.

See 9
protect

The palrticular constrdction requirements linked to the application, e.g. interaction with

shall b
PSC-ag

ntation of sensor(s) detection.

mber, locations and arrangements of the sensors shall be verified by |the t
J in this document and documented by the original manufacturer An\the dr
bring and manufacturing documents.

secondary sensor(s) are used as part of the IAMS, care should be exercised to
o that the agreed area is monitored.

Connection of an AQD

hin connection of an AQD shall be as close as{possible on the load side

sible to reduce the voltage drop. These .conductors shall take into accol

Performance of an IAMS in PSC-assemblies

within the PSC-Assembly whijeh are to be protected shall be agreed betws

101 for requirements\_on assembly manufacturer’s instructions related on
ed areas.

e considered.\The informative Annex |l gives guidance on incorporation of an IA]
sembly.

9 Pe

rformance requirements

sts as
wings,

locate

of the

s short
nt the

hical constrains due to the magnetic forces¢tand also the thermal stress according to the
performance of the AQD.

en the

IAMS

ATSE
1S in a

Clause

9 of IEC 61439-2:— is applicable, with the following addition.

Additional subclauses:

9.101

Identification of an IAMS protected area(s)

An IAMS protected area (see 5.101) shall fulfil the following requirements:

— internal arc-fault detection is achieved (see 10.101.1 10.101.2);

— unintended operation is avoided (see 10.101.3);

— the detected internal arc-fault can be mitigated and finally extinguished (see 10.101.4).
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An assessment shall be made by the original manufacturer of the PSC-assembly to determine
the likely source of unintended operation due to switching arcs and the tests be carried out.
Such assessment can result in identification of area(s) which are not protected.

NOTE 1

NOTE 2
intended

10 De
Clause

10.10.1
Additio

If the

ambien
temper
be mol
tests o
type IA

10.11.1

Additiop:

Assem
the AQ
assem
current

10.11.5
Additio

In appl

Additio

There might be areas in the PSC-assembly where the protection is related to certain conditions, e.g.
switching position of the incoming SCPD with downstream IARD.

internal arc-faults ignited outside of a protected area also might cause an unintended operation.
or unintended operation depends to the needed solution/project.

If this is

sign verification

OO TEC 614 39-27— 15 appliicable exceptas folfows:
General

h after the last paragraph:

t air temperature or for temperature-rise at the terminals) ahich are lower th
ature-rise limits otherwise applied in the section of the asSembly where the IA
nted (e.g. incomer section), then the IARD has to be included in the temperaty
f the corresponding section. The thermal effects on the ‘actuating part of a con
CD shall also be considered.

General

main circuit including the condugtors from the incoming supply terminals of th
ly to the point of its AQD connection. The duration and prospective shortf
shall be as declared by the original manufacturer of the PSC-assembly.

.5 Results to be obtained

n after the second.paragraph:

nhal subelauses:

manufacturer of the IARD has stated temperature-rise limits~for’ the IARD (g.g. for

an the
RD will
re-rise
hbined-

plies containing an AQD shall be tested to prove the short-circuit withstand strepgth of

b PSC-
-circuit

cations with an-lJAMS using an AQD, no crack(s) within the busbar system are ajlowed.
Assesgment shall-be\by visual inspection with normal or corrected vision after the test.

10.101
10.101

Perf f an IAMS in PSC- bli

| General

The correct functioning of an IAMS is the reliable detection and reduction of consequences of
internal arc-faults inside PSC-assemblies. Therefore, it is necessary to verify the correct
operation of the selected IAMS with the arc initiated at the most likely place(s) to occur, as a

system

test.

To demonstrate correct functioning of an IAMS the following verifications are necessary:

— correct detection of an internal arc-fault by the IACD (10.101.2);

— prevention of unintended operation of the IACD by switching arcs in the PSC-assembly

(10

101.3);

— correct functioning of the whole IAMS consisting of IACD and IARD and determination of

the

remaining arc-fault energy (10.101.4);
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verification of a possible delay of an IAMS which is supplied from the same source as the

PSC-assembly protected by the IAMS, when the source is energized onto a failure in the
PSC-assembly leading immediately to an internal arc-fault (10.101.5).

In respect to special applications in service (e.g. applications with power factor correction
units) or influences based on maintenance and operation (e.g. open doors, withdrawable parts
in a test position) additional tests may be necessary as agreed between user and original
manufacturer of the PSC-assembly.

Where an PSC-assembly with an IAMS verified according to this document is also required to
achieve defined personnel safety or limitation of damage to the PSC-assembly then testing in
accordance with IEC TR 61641 shall be undertaken.

It should be recognised that any tests conducted can only be indicative and will not cover all

eventuglities.

The original manufacturer of the PSC-assembly shall provide justification_for-determination of
the representative sample(s) and test arrangement(s) for the different perfoarmance tesfts. The
separaie tests for the correct integration of IAMS in PSC-assemblies described in this ¢hapter

are intgnded to reduce the amount of testing.

For all|performance tests, representative samples have to be ‘uséd. All tests shall be [carried
out on| the same or a new identical test specimen. In these tests, the form of internal
separagion of the PSC-assembly and the type, number and the positioning of the sensors of
an IACD shall not be changed. The selection of the reference design and the ignition points

according to 10.101.2.3 are set up by the original mantfacturer of the assembly.

NOTE 1| Due to the variety of types, rated values and possible combinations of functional units and components,

the tests|are not feasible for all variants.

Derivafion from tests with alternating current for a direct current application and vice Versa is
not pogsible as the performance of the internal arc-fault and any associated protection|device

is subsftantially different.

For all tests to be performed alltmain and auxiliary circuits present in the PSC-assemb]y shall
be endrgised according with ‘the original manufacturer’s instructions of the PSC-asgembly

considering the products specifications.

The tegt is carried out\oh representative samples.

a)

b)

d)

the[test shalltbe carried out on a test specimen not previously subjected to an arcing test
or ¢n a refurbished test specimen as appropriate. The specimen and the equipment|{within
car| be repaired or replaced before each test.

The ‘polution from previous test(s) e.g. due to carbonisation can affect the function of the
IACD and may require maintenance for use in further tesfs;

the mounting conditions shall be as close as possible to those of normal service. A mock-
up of any room in which the PSC-assembly could be installed is not necessary;

NOTE 2 In normal service conditions it is assumed the IAMS is not adversely affected by ambient light in
case of use of a light based IACD with one or more secondary sensors.

the doors and covers shall be closed and secured as in normal service in accordance with
the original manufacturer’s instructions. For verification of situations such as
maintenance, alternate tests shall be evaluated as agreed upon by user and original
manufacturer;

the test specimen shall be fully equipped and complete with arc ignition protected zones,
if any. Mock-ups of internal components (excluding arc ignition protected zones) are
permitted provided that:

1) have the same volume and shape, and a similar external material as the original items;


https://iecnorm.com/api/?name=d28100178e1ebd128156c24c9d1dc520

IEC TS 63107:2020 © IEC 2020 - 15—

2)

any metallic external material is earthed in a similar manner to normal service;

3) the main circuit of that functional unit shall be replicated by representative conductors

which are energized,;

e) any conductor normally associated with the functional unit under test shall be installed as
in service with any cable glands or similar equipment. In addition, any conductor on
adjacent functional units that could influence the results of the tests shall be installed;

NOTE 3 Function of sensors can be influenced by the conductors.

f) the

assigned measures for protection against electric shock shall be effective

(see IEC 61439-1 and IEC 61439-2:—, 8.4).

For thW%e&p@@@Ne—&h%@%&h—@u%ﬂ—H—(@&H@#age—s
determjned from a calibration oscillogram which is taken with the supply conductérs

PSC-ags

sembly short-circuited by a connection of negligible impedance placedcas’ n

hall be
to the
ear as

possible to the input supply of the PSC-assembly. The test voltage shall be within-a tolerance

of £ 5
measu
averag
be equ
system
current
with IE

The pr

%. The oscillogram shall show that there is a constant flow of current.such th
able for the specified test duration. The value of current during the\calibratiorn
e of the RMS values of the AC component in all phases. The calibration curre
bl to the permissible short-circuit current with a tolerance of 0, %0 +5 %. In poly
S, this tolerance applies to the average of all line currents,”while each individ
may have a tolerance of £+ 5 %. For AC tests, the power, fagtor shall be in accg
C 61439-1:2020, Table 7, within a tolerance of 0,00 % and~0,05 %.

bspective peak value and prospective RMS valuecof short-circuit current shal

specifigd by the original manufacturer of the PSC-assembly.

All tesfs with AC current shall be made at the rated frequency of the PSC-assembly

toleran

The po
the orig

ce of £25 %.

wer supply shall be applied to the PSC-assembly under test for a duration as g
inal manufacturer with a tolerance*of 0 % to + 10 %.

The ignpition wire shall be in accordance with IEC TR 61641:2014 (see Table 1 or Tah

used.

10.101
10.101

2 Verification of\arc-fault detection by test

2.1 General

The aim of the test is to demonstrate correct detection of an arcing-fault at the mos

points
circuit
areas §

where .an)arc could occur within the PSC assembly. Therefore the prospectivg
current Tevel where an internal arc-fault can be detected with certainty within d
hall‘be verified.

at it is
is the
ht shall
-phase
hal line
rdance

be as

with a

ven by

le 2) if

t likely
short-
ifferent

10.101.2.2 Test arrangements

The test is carried out as a single-phase or phase to phase test according to the service
conditions and/or configurations for the respective area under test.

Where it is possible, during this test, the IARD need not be connected to the IACD. In this
case, the correct function of the IACD shall be verified by operation indicated on an
oscillogram. Otherwise, the correct operation of the main contacts of the IARD shall be
recorded on an oscillogram.

10.101.2.3 Test procedure

The test voltage shall be sufficiently high to keep the arc stable and burning until detection.
The test shall be performed with the short-circuit current level as agreed between the original
manufacturer and user of the PSC assembly. In the absence of such an agreement,
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considering IEC 61439-1:2020, IEC 61439-2:—, 10.11.2 a), the prospective short-circuit
current shall have an RMS value of 10 kA.

NOTE 1 In general, the verification of safe detection is carried out with the lowest prospective short-circuit current
see 5.101) which can occur in a particular application. In this case the lowest signal level for the sensors of the
IA&D is to be expected.

If the arc extinguishes before being detected or after the intended maximum detection time
(as specified by the original manufacturer) is over then the test can be repeated with a
prospective current raised by value defined by the original manufacturer.

The test sample is connected and supplied corresponding to the normal service arrangement.
This ingtades—al-earrargementsof RPENardPEN-conductors—whichare—econreeted-directly to

the nedtral point of the test current source.

The following areas of arc ignition points along the main circuit shall bejconsidefed, as
applicable:

a) sugply side of the incoming functional unit.

b) loaf side of the incoming functional unit;

c) alopg the main busbar;

d) alohg the distribution busbar;

e) sugply side of any associated arc ignition protected zahe;
f) sugply side of the outgoing functional unit;

g) loag side of the outgoing functional unit.

The afc shall not be initiated at an arc ignition protected zone according with |3.9 of

IEC TR 61641:2014. Solid insulating material on conductors shall not to be destroyed,
removgd or punctured.

The definition of the most unfavourablé position of the arc ignition point in the test aregs shall
be the[result of an analysis takinglinto account the characteristic of the IACD, possiple arc
locatiofs, sensor characteristicssand the protective device characteristics. The analys|s shall
be dong by the original manufacturer and documented.

The ignition wire shall be'placed for the different networks as follows:

— single-phase IT_systems — between two lines;

— thrge-phase-[T systems — between two phases;

— thrge-phase IT systems with distributed neutral — between line and neutral;
— singlezphase TN systems — between line and neutral / earth;

— three-phase TN sysiems — between line and neutral / earin;

— single-phase TT systems — between line and neutral,

— three-phase TT systems — between line and neutral;

— three-phase TT systems without distributed neutral — between two lines.

NOTE 2 The aim is to test with a low arc energy value for detection purposes.

When neutral and earth conductors including earthed parts are located remotely from line
conductors the test shall be carried out across two lines.

10.101.2.4 Results to be obtained

The test is deemed to have passed when the IACD has detected the arc.
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If the arc was not detected in one or more of the ignition points then this area shall not be
declared as an IAMS protected area.

The detection of the internal arc shall be documented in the test report with the oscillograms
showing arc voltage, current traces and the trigger signal, if any.

The maximum time for detection and the corresponding prospective short-circuit current shall
be documented. The maximum time for detection is the time between the arc ignition f; and
the set point of the trigger signal. For combined-type IACDs maximum time is the time
between the arc ignition f; and the extinguishing time (see IEC 60947-9-2).

Th t + Ll [H i H YN Ll HP~ N ol L&
e e\. LLUVTETO dil appIiivativiiTio wWillh Aairt TiTyrnicTh TdlTUu vVUIlAdyYytTo.

10.101{2.5 Verification of arc-fault detection by comparison with a reference 'design

The pdrformance of a specific variant can be verified by comparison of the‘test regults of
referenfce design(s). For the comparison, Table 13 of IEC 61439-1:2020 shall be applied with
the follpwing additional factors, if relevant, for the IACD:
— no ¢hange or addition of pressure relief devices;

— thelsensors and IACD are identical;

— same or higher quantity of sensors;

— sensors are located at a distance equal to or less_than previously tested distances to
respective points of ignition;

— thelsensors have identical or better alignment with the ignition points of the internal arc-
fault;

— chahnges of partitions hinder the detection.of'switching arcs not more;
— surfaces of the inner sides of the enclosure or the partition parts reflect not less.

10.101{3 Verification by test that unintended operation will not occur
10.101{3.1 General

Switching devices can activate an integrated IAMS during their normal operation |[due to
switching arcs. The aim_of the test is to demonstrate that there will not be unintended
operatipn of an IACD caused by effects from switching operations.

PSC-agsemblies of:¢ircuits of PSC-assemblies which are protected by SCPD’s shall be tested
with the devicexsettings giving the highest energy let-through values at the intended
prospeftive shert-circuit current and the associated operating voltage (Ug). In case the
perfornrémce is related to a specific setting range as declared by the original manufaciurer of

the PS|ICidssembly, the test condition has to be selected at the maximum value inside this
range.

EXAMPLE Likely sources of unintended operation inside the PSC-assembly are operation of a contactor or
switch, or interruption of an overcurrent by a circuit-breaker.

10.101.3.2 Test arrangements

The test is carried out as a single-phase or three-phase test according to the service
conditions. The test is carried out three-phase in a three-phase or a three-phase neutral
system and single-phase in a single phase neutral system. Where it is possible, during this
test, the IARD need not be connected to the IACD. In this case, the correct function of the
IACD shall be verified by operation indicated on an oscillogram. Otherwise, the correct
operation of the main contacts of the IARD shall be recorded on an oscillogram.
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Any additional test(s) shall be subject of agreement between the original manufacturer of the
PSC-assembly and user, for instance the influence of torches, flash lights or welding
machines.

10.101.3.3 Test procedure

The test shall be performed with the switching devices intended to be installed in the PSC-
assembly, which produce the greatest emissions (e.g. light emissions). Usually this is the
device with largest safety distances to earthed metal parts. This has to be determined in
respect to the manufacturer’s instructions of the switching device.

If the manufacturer of the switching device indicates no information about the highest relevant
emissigns, e.g. for optical based IACDs the light emissions, outside of the switching, fevice,
tests fqr each frame size of the switching device with the maximum rated operational’yoltage
of the application(s) and respective short-circuit level, shall be carried out. Tests-carrjied out
for higher rated operational voltage cover lower values and tests carried out with-highef short-
circuit levels at the same voltage level cover lower values.

10.101|3.4 Results to be obtained
The PYC-assembly is verified, if:

— the|lACD did not trigger or interrupted in case of combined-type IACDs; and
— thel[switching device under consideration has operated as intended.

This shall be documented in the test report with the oscillograms showing short-circuit current
values Jand full recovery voltage at the end of the test.

10.101{3.5 Verification by comparison with a reference design that unintended
operation will not occur

The performance of a specific variant ean be verified by comparison of the test resufts of a
reference design. For the comparison.Table 13 of IEC 61439-1:2020 shall be applied with the
following additional factors if relevant for the IACD:
— no ¢hange or addition of pressure relief devices;
— thelsensors and IACD.are identical,

— same or lower quantity of sensors;

— the|sensors have-‘identical orientation with respect to the arc chutes of the switching
deviice(s);

— swifching.devices to be assessed are of the same make and series and cause |ess or
equal relevant emissions, e.g. for optical based IACDs the light emissions, outsidg of the
deviice{stated by the device manufacturer;

NOTE 1 Safety distances to earthed metal parts specified by the device manufacturer can be an indication of
the amount of external exhaust of a switching device.

— changes of partitions hinder the detection of switching arcs equal to or more than;
— surfaces of the inner sides of the enclosure or the partition parts reflect equal to or less;
— the distance of the switching device(s) to the sensor(s) of an IAMS is equal to or greater.

NOTE 2 This requirement is based on the assumption that the increase of the distance will lower the ability to
detect.

10.101.4 Verification of an IAMS in PSC-assemblies by test
10.101.4.1 General

The intent of the test is to demonstrate the correct functioning of the IAMS and to determine
the arc-fault energy released within the PSC-assembly while the fault is mitigated.
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PSC-assemblies or circuits of PSC-assemblies which are protected by SCPD’s shall be tested
with the device settings giving the highest energy let-through values at the intended
prospective short-circuit current and the associated operating voltage (Ug). In case the
performance is related to a specific setting range as declared by the original manufacturer of
the PSC assembly, the test condition has to be selected at the maximum value inside this
range.

NOTE This test can be done in conjunction with IEC TR 61641:2014, Clause 8.
10.101.4.2 Test arrangements

The voltage during test shall be measured as near as possible to the supply terminals of the

PSC_a camhbhlhy if nat Atharmaica aarand haotwoaon ticar and Acocam bl maniifanti by
JFoUCTOTY OOt e o Cagroc oottt e uas ot ooS e oy Harrara Gt o

NOTE The point of voltage measurement and thus its result will influence the calculation of the enéergy-
10.101|4.3 Test procedure

Test hgs to be performed with the complete IAMS.

The tesgt shall be carried out at the maximum rated operational voltage and rated shor{-circuit
current| (1, or I..) of the PSC-assembly as declared by the original)manufacturer. This|covers
all ratef voltages and currents up to the maximum value used in‘the tests.

When {different maximum rated short-circuit currents (g, or I..) and corresponding rated
operatipnal voltages are applicable, a test is required™at the maximum short-circuit current
corresgonding to each rated operational voltage.

The ignition of the arc in a three-phase system shall be three-phase.

In the |case of single-phase systems,. the ignition wire shall be placed for the dffferent
networks as follows:

— IT dystems — between two lines;

— TN/systems — between line-and neutral / earth

When the distance between the line and earthed conductors including earthed parts is
larder than the distante:between line and neutral conductors, the test shall be carrfied out
betyeen line and neutral;

— TT pystems — between line and neutral.

Ignitiorls of this )kind result in the highest short-circuit current value for each systgm and
therefore shalt-be tested.

In ordelrto test with the maximum arc-fault current the internal arc-fault has {o be initiated in
an IAMS protected area which is the closest to the incoming terminals. The ignition wire shall
be placed at a point of highest likelihood of an arcing-fault within the IAMS protected area.
The tests shall be performed with the prospective short-circuit values corresponding to the
rated short-circuit peak current I, and the short time withstand current /;, of the PSC-
assembly. For the value and duration of the short-circuit current see
IEC 61439-1:2020, 10.11.5.4.

For an AQD the test has to be carried out as a worst case condition with the longest
conductors of the minimum cross section between the power supply and the AQD for each
short-circuit rating.

If the calculated Joule Integral (/%) of this test is lower than the calculated Joule Integral (727)
of the test according to 10.101.2 then the test detailed below is required. The calculations
shall be done based on the detection time (see 10.101.2.4). If the extinction time of an IARD
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or mitigation time of an AQD is more than 10 times that of the detection time of the IACD the
test below is not required.

This additional test shall be carried out at the position where the maximum Joule integral is
calculated respecting following conditions:

— The test voltage level shall be the same as used in 10.101.2;

— The prospective short-circuit current level shall be the same as detected in 10.101.2
corresponding to the detection time used for the calculation of the Joule integral;

— The ignition wire shall be placed in accordance with the test arrangement(s) in 10.101.2.2.

NOTE 1
energy e

When
remain
current

NOTE 2
the incor

In the 4§

the test voltage shall be applied for a time sufficiently long entdugh to enable the |/

mitigat

specifigd by the original manufacturer).

10.101

The te
power

The en
the ene
Imta fro
the tes

The maximum arc energy for-the test shall be documented as E . = E (%), #, (see

JJ1,p

E

arc:w(t

an SCPD is installed in the incoming circuit of the PSC-assembly the testvoltag

cIu t nry dissipated i SPDs.

for a duration of at least 10 cycles after the expected instant of the inferrUptior]
by this SCPD.

This additional duration is necessary to demonstrate there is no ignition of-an*arc on the suppl
hing SCPD.

bsence of an SCPD in the incoming circuit of the PSC-Assembly (with or withoy

b the fault (this includes the expected operation time of the upstream SQ

4.4 Results to be obtained

5t is valid when the current flow into thectest specimen is and remains 0 A bef
s switched off.

ergy of internal arc shall be documented in the test report with the oscillogram s
rgy values. When an AQD is used as IARD the arc-fault mitigation time in an as

report.

bint h). The arc-energy is calculated as follows:

h) = T(uw(t)*iw (1)) dr with

lg

arc-fault

e shall
of the

side of

t AQD)
AMS to
PD as

bre the

howing
sembly

m ¢, (see Clause JJ.1, point.c)) to lg (see Clause JJ.1, point g)) shall be documented in

Clause

Earc(ty

N
= Z,Earc,w (th )
w=1

w — phase index;

t. see Clause JJ.1, point ¢);

t,, see Clause JJ.1, point h);

uw(t) = measured phase to earth voltage at the incoming terminal of the relevant
iw (t) = measured or calculated arc-fault line current of the relevant phase;

N = number of phase(s).

phase;
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10.101.5 Performance after powering or repowering

10.101.5.1 Performance of an IACD

If the IACD must be installed with a separate secure power supply such as an UPS or power
derived from a separated source isolated from the protected source, then power supply
integrity tests are not required. If the IACD is powered directly from the protected power

system

, then the power supply integrity tests described below are required.

To describe the function of an IACD, when restarting after a power failure, the test of 10.101.2
shall be repeated for a representative ignition point in such a way that the supply voltage of
an IACD is simultaneously switched on with the ignition voltage of the internal arc.

As a rlsult, the difference between the detection times of the tests according to(0:

and 10

NOTE
10.101

If the |
derived
integrit
system

To des

101.5.1 shall be documented and the test according to 10.101.4 shall be done.

\ representative ignition location is chosen in a place where the system has detected the arc.
5.2 Performance of an IARD

ARD must be installed with a separate secure power supply stich as an UPS o

from a separated source isolated from the protected,'source, then power
y tests are not required. If the IARD is powered directly from the protected
, then the power supply integrity tests described belowyare required.

Cribe the function of an IARD, when restarting after a power failure, the test of 1

01.2.4

power

supply
power

D.101.4
eously

.4 and

ovided
PSC-

CD and

shall be repeated in such a way that the supply.voltage of the IARD is simultar
switchgd on with the ignition voltage of the internaliarc.

As a result, the difference between the energy of the tests according to 10.101.4
10.101(5.2 shall be documented.

10.101{6 Device substitution

10.101{6.1 Substitution of the\|ACD

Substitution of IACDs between different manufacturers is not possible. Substitution of IACD
from thle same device manufacturer is allowed as long as a technical declaration is p
stating| that the substituting device will perform equally when integrated into the
assembly.

The complex interaction between sensors, I/O units and central units as part of the 1A
the PSC-assembly limits IACD substitution.

10.101

-62—Substitutionof-thetARD
- [ TN

1) SCPD see IEC 61439-1:2020, Subclause 10.10.3.5;

2) The substitution of an AQD (see IEC 60947-9-1) is permitted if all the conditions listed are
fulfilled:

the maximum voltage drop in low impedance state is lower than or equal;
the maximum operating time is shorter than or equal,

physical arrangement of the terminals is not increasing the stresses to the other

busbars;

short-circuit withstand ratings are greater than or equal,
rated operational voltage is greater than or equal;

rated insulation voltage is greater than or equal;

rated impulse withstand voltage is greater than or equal.
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3) IALD, no device substitution is accepted.
11 Routine verification
Clause 11 of IEC 61439-2:— is applicable except as follows.

11.10 Wiring, operational performance and function

Addition:

Tests shall confirm the operation of all installed sensors used for the IACD. If declared by the
device |t_t_l—mCD_b_l_m_m_ﬂ_l_ﬁl—l_l_l_m_manu acturer an may be iested with a defined light source 1o ies € |correct
installation of the IAMS. A reusable IARD shall be considered in this functional test:

NOTE $ingle shot AQD according to IEC 60947-9-1:2019 can be deactivated.
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Annexes

The annexes of IEC 61439-2:— are applicable except as follows.
Annexes DD, EE, FF of IEC 61439-2:— are not applicable.

Addition of annexes HH, I, JJ.
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Annex HH
(informative)

Guidance for the user of PSC-assemblies about the aspects to be

HH.1 General information

considered when specifying a PSC-assembly with an integrated IAMS

An internal arc-fault is a very rare event but generally it will have a significant impact on the
PSC-assembly, the supported processes and upon the power quality of the supplying network.

The p
constry
approp
faults g

The in
interna

IEC TR
conditi
the imn

IAMS o
but the

The basic function of an IAMS is to reduce thezarc-fault energy. This can be achieve
reducti
the arc
a low i
level ¢

In the
enclos
the el
current
used a

For a
PSC-ag

1)

2)

3)

Infl

SSIbIity” of _an _internal_arc-tauit In_a PoC-assembly can be reduced Dby
ction methods such as sufficient creepage distances and clearances andhe
Fiate insulation material. Nevertheless it will be not possible to prevent intern
ompletely.

roduction of IEC TR 61641 gives a short overview to the caus€syand effects
arc-fault in a PSC-assembly.

61641 gives guidance for testing of PSC-assembliés) under internal a
bns to determine the effects caused by an internal arc-fadit in a PSC-assembly
hediate proximity around the PSC-assembly.

an be used to reduce the damage caused and hazards created by an internal ar
y are not able to prevent internal arc-faults framtoccurring.

bn of the arc duration time and/or a reduction of the arc-fault current. The redu

pedance path in parallel with the“arc current path. The reduction of the arc
n be achieved by increasing the impedance in the arc current circuit.

case of an internal arc-fault within a PSC-assembly, the level of damage
re and the effects in the immediate proximity will be a result of the interaction b
ctrical parameters,of. the supply (operating voltage and prospective short
and the design ofithe assembly with respect to the internal arc-fault mitigation
nd its integration‘in’' the PSC-assembly.

qualified @assessment it is necessary to evaluate the complete solution (I
sembly) taking the following into account:

Lence/of the electrical parameters of the supply;

correct
use of
al arc-

of an

rc-fault
and in

c-fault,

d by a
ction of

duration time can be realised by interruption of the current flow or by the application of

current

in the
etween
-circuit
System

AMS +

a)

neratina voltage
Lol J ~J

b)
c)
d)
Pro
a)
b)
red
a)
b)
c)

short-circuit current

overvoltage category

earthing arrangement

tection level;

protection against damage of parts of the assembly

reduction of risk of personnel injury

uction in down-time and consequences for the supplied process;
Interaction with other devices/systems in the PSC-assembly
interaction of the IACD with other devices and systems
interaction of the AQD with other devices and systems.
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These aspects will be considered further in the Subclauses HH.2 and HH.3.

HH.2 Influence of the electrical parameters of the supply

HH.2.1  General
Basically, all components of the IAMS should be designed to align with the ratings of the

supply, so that the selected components will withstand the stresses in normal operation and
under the fault conditions as defined in IEC TR 61641.

The operational characteristics of SCPD will be given by a characteristic diagram of the

device|to calculate the protection effect within an individual application. The example in
Figure HH.1 shows typical curves for fuses.
T A
g
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Figure HH.1 — Time/current characteristic curves NH- Fuse-links Size 000 —
3 gG AC 400 V IEC 60269-2

When an IACD with light detection is used, the device manufacturer cannot provide a
characteristic diagram for the IACD. The tripping time is influenced by the light intensity
(luminance) at the location point of the sensor in the PSC-assembly.

The light intensity at the location point of the sensor is variable in different arrangements and
will be influenced by the location and orientation of the sensor in relation to the arc ignition
point and the movement of the arc. In most cases the arc will not be in the direct line of sight
of the sensor. This can be the result of the orientation of the sensor or the location of other
devices and components shading the sensor. Therefore the reflection characteristics of
surfaces within the PSC-assembly will have a significant impact on the tripping time.
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To prevent unintended operation of an optical based IACD by light sources (e.g. photographic
light source) it is common to use an additional detection means (e.g. overcurrent). Where a
current detection or other confirming signal means is used the total operating time can be
different and the set value of current can influence the total tripping time.

Different IACDs will have different performances.

In addition to the IACD, the characteristic of the IARD will have a significant impact on the
level of damage.

The relationship between the IAMS, the PSC-assembly and the parameters of the

supply

PSC-as

applica

additiop with IEC TR 61641.

HH.2.2

An asg
level ir
voltage

The ris
operati

HH.2.3

The ley

Based
expect

A lowe
time of

The sh
failures
the ard
wide rg

An asdessment for an individual application requires tests for different short-circuit

levels
the PS

A
cl arrgarca pP O O oraCto

sembly may support the customer to select the best solution for the.'ing
ion. Generally, tests will be carried out in accordance with this document

Operational voltage

essment for an individual application requires tests to be cdrried out with a
accordance to the specific requirements for the different tests. Normally a

level will improve the detection but can hinder the mitigatien of the internal arc-
k of ignition and re-ignition after extinction of an arc is related to the value
bnal voltage.

Short-circuit current

el of damage and the light intensity are a@dunction of the arc energy f(Earc).

on the energy Earc (see 10.101.44) an increased level of damage is generall
bd with higher short-circuit values.

" short-circuit value will reduce the light intensity. This can cause an increased f{
the IACD up to the point'of non-detection.

ort-circuit currentsin~a PSC-assembly is different at different locations and

power
er of a
ividual
and in

Voltage
higher
fault.

of the

y to be

ripping

ype of

(single phase,two phases etc.). Furthermore, the arc-fault current is dependelt upon

-fault impedanece. This results in arc-fault currents within the PSC-assembly h
nge of values.

ving a

Ip to_the level of the prospective short-circuit current given for the connection
C-assembly.

current

Toint of

HH.3

HH.3.1

Interaction with other devices/systems in the PSC-assembly

Interaction of IACD with other devices and systems

HH.3.1.1 Interaction of IACD with switchgear and controlgear devices

PSC-assemblies are equipped with electro-mechanical switchgear and controlgear devices.
Any electro-mechanical load switching operation produces an arc.

The short-circuit interruption by a SCPD is the result of a significant increase in current and/or
its gradient.
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Some optical based IACDs have an adjustable current level to prevent unintended operation
caused by other light sources e.g. photoflash. Normally this kind of operation is not effective
in preventing unintended operation caused by arcs resulting in switching devices when
clearing fault currents.

The manufacturer of the PSC-assembly should support the customer to assess the probability
of unintended operation by tests in typical configurations. It is necessary to take into account
that these test results will be valid for particular electrical parameters of the supply.

Electro-mechanical switchgear and controlgear devices operating at or below their nominal
currents are also subject to the same risk.

HH.3.1{2 Interaction of IACD with installed components

Devicep or components (e.g. parts used for internal separation, cables or others) can| shade
the optjcal sensor. This will reduce the light intensity at the sensor and can increase the time
for detpction up to non-detection by the IACD. Therefore the original manufacturer| of the
PSC-assembly shall provide guidance on the installation of any cables and-componentg within
protected area(s).

HH.3.1{3 Interaction of optical based IACD with the internalpaint finishes of the PSC-
assembly

In most cases the arc will not be in the direct line of sight{of the sensor. This can be th¢ result
of the |orientation of the sensor or the result of othef\ devices and components which can
shade [the sensor. Therefore the reflection characteristics of the internal parts can have a
significant impact on the activation.

It shou|d be noted that the reflection characteristic of the surfaces of the internal parts|will be
different for different frequencies. Each lightisensor can have a different sensitivity in fespect
to the frequency and the luminance.

HH.3.2[ Interaction of AQD with other devices and systems
HH.3.2{1 Interaction of AQD with upstream protection devices (SCPD)

The manufacturer of the RSC-assembly shall document the rated short-time withstand current
(Iw) of|the incorporated AQD and all of its associated connections.

If the ljne side SEPD is a circuit-breaker and the trigger signal is only sent to the AQD, the
correct| protection settings of the SCPD are essential. In this case the rated shgrt-time
withstand current of the AQD and the relevant connections shall be selected and desighed for
the combination of the short time delay and the break-time of the line side circuit-breaker.

When the incoming SCPD is a circuit-breaker and the trigger signal is sent to the AQD and
the circuit-breaker simultaneously, the settings of the SCPD will have no influence. For
example, the shunt release of the circuit-breaker will operate instantaneously regardless of
any settings.

HH.3.2.2 Interaction of AQD with automatic transfer switching equipment (ATSE)

To prevent unnecessary stress on the complete system, it is necessary to disable the system
integrated ATSE after the detection of an internal arc-fault by an IACD. Otherwise the system
including the alternative power supply will be incorrectly stressed without having any
advantage for the respective application. The disabling of the ATSE shall be verified by a
routine test.
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Annex Il
(informative)

Guidance for the original manufacturer of PSC-assemblies on

construction requiring particular attention when incorporating IAMS

1.1

Selection of devices forming parts of an IAMS

Products compliant with IEC 60947-9-1 (for AQD) and IEC 60947-9-2 (for IACD) are relevant.

NOTE
standard

1.2

1.2.1

Aternative IACDs or IARDs can be considered in this document even if there is no current
available.

Installation of switching devices and components

General

For applications with IAMS, attention is needed for:

- rec
the

IACD manufacturer;

NOTE It is expected, that the manufacturer of the IACD will proyide instruction for the use of the

The

— the
res

11.2.2

Correc
protect|

11.2.3
As the
— the

limi
— the

bect to influences during normal service e.g\emperature-rise.
Supply of IAMS

function of the IAMS shall be-c¢onfirmed before the main circuits, which s
ed, are energised.

Selection and connection of the AQD
AQD initiates a short-circuit event to quench the arc:

AQD shall be selected to make and carry the prospective short-circuit curre
ted (/,, or /..)by the upstream protection device;

effdcts for the‘maximum operating time of the upstream SCPD.

11.2.4
11.2.4.1

Interaction of AQD’s with other devices and systems

—Interaction-with-upstream protection-devices{SCPRD)

product

bmmended selection and positioning of sensors for lighty current etc. as specified by

Sensors.

arrangement in the assembly is under the responsibility of-the/original manufacturer of the assemfily.

use of stored energy sources such as explosive charges used in certain AQDs with

hall be

nt (Iep)

connections:shall be designed to withstand the electro-dynamic forces and {hermal

If the line side SCPD is a circuit-breaker and the trigger signal is only sent to the AQD, the
correct protection settings of the SCPD are essential. In this case the rated short-time
withstand current of the AQD and the relevant connections shall be selected and designed for
the combination of the short time delay and the break-time of the line side circuit-breaker.

Depending on IACD output-type (optical, electronic or mechanical), the total operating time of

the SC

PD can differ and the relevant one has to be selected.

When the incoming SCPD is a circuit-breaker and the trigger signal is sent to the AQD and
the circuit-breaker simultaneously, the settings of the SCPD will have no influence. For
example, the shunt release of the circuit-breaker will operate instantaneously regardless of
any settings.
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11.2.4.2 Interaction with automatic transfer switching equipment (ATSE)

To prevent unnecessary stress on the complete system, it is necessary to disable the system
integrated ATSE after the detection of an internal arc-fault by an IACD. Otherwise the system
including the alternative power supply will be incorrectly stressed without having any
advantage for the respective application. The disabling of the ATSE shall be verified by a
routine test.

1.3  Accessibility

If any device or part of the arc mitigation system has to be replaced after an internal arc-fault
it shall pereadity accessibte:
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Annex JJ
(informative)

IEC TS 63107:2020 © IEC 2020

Description of the extinction of an internal arc-fault in a PSC-assembly by
an IAMS using an AQD during testing

JJ.1

General

This Annex explains in principle the sequence of the internal arc extinction by an AQD-based
IAMS during a test based on actual measurements. In the given example the incoming SCPD

is an a

r Circulit-breaker (ALUDB).

Circuit diagram and event description

arc ignition wire

enclosure parts —»

° . 'I"est-swi:(ch. .

Figure JJ.1 — Circuit diagram

The Figure JJ.1 shows a circuit diagram for a test in accordance with 10.101.4 of this
document when an AQD is used. The test laboratory will usually measure the values
(formatted in bold) and calculate the values (formatted in italic) from these measurements. It
is also possible to measure these calculated values.

The voltage measurement has to be as close as possible to the terminals of the test object.

The following sequence of events will occur:

a)
b)
c)
d)

test switch (making switch) is closed;

the arc ignition wire is melting;

the arc is ignited (¢; in accordance to IEC 60947-9-2);
the arc is recognized by the IACD;
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e) only AQD or both AQD and SCPD;,,. are triggered by the IACD;

f) the low impedance state of the AQD is established;

g) the current is almost completely commutated into the AQD circuit;
h) the SCPD,,. has cleared all line currents.

NOTE Event d) can occur before c) due to the definition of ;.

In Figure JJ.2 to Figure JJ.8, the relevant points are identified with vertical, dashed black
lines in accordance to a) to h) above and are indicative of the values measured during the
test.

JJ.3 |Selected oscillograms

JJ.3.1 Currents at the incoming terminals
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Key

a) Test switch (making switch) is closed

c) The arc is ignited (f, in accordance with IEC 60947-9-2)

f) The low impedance state of the AQD is established

g) The current is almost completely commutated into the AQD circuit
Red curve i
Blue curve io
Green curve i 4

Figure JJ.2 — Incoming currents at the beginning of the sequence

The incoming SCPD (SCPD;,,.) is closed with the ignition wire placed at the relevant position.
Closing the test switch (i.e. making switch of the test lab) causes the short-circuit current to
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flow which leads to the melting and vaporisation of the ignition wire. This means that the
short-circuit current becomes the arc-fault current. After successful commutation into the AQD
circuit, the current through the AQD becomes the short-circuit current. However this does not
preclude that one or more small arc-currents may still continue to flow or even flow again as a
result of re-ignitions.
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Key
h) The SCPD, . has cleared all phase Currents
Red curje i
Blue curye ip
Green cyrve itz
Red dottpd curve U 4
Blue dot{ed curVe U o

Green d¢tted curve U4

Figure JJ.3 — Currents and voltages at the incoming terminals at the end
of the sequence

Finally, at point h) the incoming currents are switched off by the incoming SCPD (SCPD,.).

Inc
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JJ.3.2 Currents in the AQD circuit
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a) Test pwitch (making switch) is closed
c) The arc is ignited (f, in accordance to 1EC 60947-9-2)
f) The low impedance state of the A@QD.is established
g) The gurrent is almost completely commutated into the AQD circuit
Red curye irqD L1
Blue curye irqp L2
Green cyrve ijqp 3
Figure JJ.4 — Currents in the AQD circuit
After receiving the trip signal from the IACD, the contacts of the AQD will be [closed
instantareeushyshown—-aspoeirtHinFigure—JJd4—Thecommutationofthe—eurrent-takes time

ATy ot

depending on the test parameters, the test object and of course of the AQD type used. The
time when the current is almost completely commutated into the AQD circuit is shown as

point g

) in Figure JJ.4.
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JJ.3.3 Currents in the arc-fault circuit
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Key
a) Test pwitch (making switch) is closed

c) The arc is ignited (t; in accordance to 1£C 60947-9-2)

f) The low impedance state of the AQD.jis established

g) The gurrent is almost completely commutated into the AQD circuit

Red curye iARC L1

Blue curye IARC L2
Green cyrve iARC.ES
Orange ¢urve ipE(N)

Figure JJ.5 — Currents in the arc-fault circuit

A short-Cifcuit caused by the ignition wire exisis between the points a) and c). The ignition
wire vaporises (sublimates) due to the high current density (see point ¢). IEC 60947-9-2
specifies the beginning of the arc (¢y) as the first significant peak in one of the voltage curves
(see also point c) in Figure JJ.7.

The arc burns between live parts and/or the neutral conductor and earthed metal parts of the
enclosure as well (ipg(N))-
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Key

a) Test pwitch (making switch) is closed

c) The arc is ignited (t0 in accordance to IE€'60947-9-2)

f) The low impedance state of the AQD {s,established

g) The ¢urrent is almost completely commutated into the AQD circuit
Red curye iARC L1

Blue curye IARC L2

Green cyrve iARC L3

Orange ¢urve ipg(id)

Eigure JJ.6 — Currents in the arc-fault circuit, curves magnified

Figure [JJd36 in amplitude-magnified shows a current flow to the star point of the |testing
transformer ipg () The ipg(y) current will become zero when all phase currents are completely
commutated into the AQD circuit.

NOTE 1 If there are small clearances and sufficiently high voltages, it can be that the incoming currents do not
fully commutate into the AQD circuit such that weak arcs continue to burn. High voltage drops in parallel to the
arcing fault, but also neutral-point displacements due to asymmetrical currents, especially during earth faults can
be the reason for it. An accumulation of ionized gases that are produced by these small arcs can even lead to re-
ignitions between live parts and/or live parts and earth. Only when all currents are zero, the arcs are completely
extinguished.

NOTE 2 The small, noisy measurement signal for the arc currents after the point g) in Figure JJ.6 does not
convey any actual power, because of the measurement uncertainty, resulting from the large measuring range. The
measurement uncertainty can be even larger if the arc current is calculated by subtraction of input current and
AQD current.
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JJ.3.4 Voltages at the incoming terminals
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Key
a) Test pwitch (making switch) is closed
b) The arc ignition wire is melting
c) The arc is ignited (t, in accordange to:[EC 60947-9-2)
f) The low impedance state of the*AQD is established
g) The gurrent is almost completely commutated into the AQD circuit
Red curye up
Blue curye Uy
Green cyrve u, 4
Figure JJ.7 — Voltages at the incoming terminals
Between the poinis a) to g), the iraces of the voltages reflect the vaporisation and the arcing

processes. After point g) the voltage drops across the impedances between the incoming
terminals and the short-circuit point of the AQD circuit are visible.
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JJ.3.5  Arc-energy E, .
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Key
a) Test pwitch (making switch) is closed
c) The arc is ignited (f, in accordance to IEC\80947-9-2)
f) The low impedance state of the AQD, iséestablished
g) The g¢urrent is almost completely eommutated into the AQD circuit
h) The $CPD; . has cleared all.phase currents
Figure¢ JJ.8 — Electrical’energy caused by the arc-fault currents and the voltages jat the
incoming terminals with t; as the start point for calculation
Figure [JJ.8 shows the total electrical energy resulting from the integrated product of the arc
currents (ixge 11 t0 iarc L3 @s shown in Figure JJ.5) and the voltages (u 4 to u| 5 as shjown in

Figure |Jd.7)"measured at the incoming terminals of the test object, where it was intg¢grated
from C)JWW i i i i =9-

The energy level remains nearly constant when the current is almost completely commutated
into the AQD circuit (point g)).

JJ.3.6 Evaluation of the measured results

The effectiveness of the built-in AQD based IAMS is shown by the rapid increase of the arc
energy being stopped after a short time. The arc energy then remains limited to this level until
the final switching off of the SCPD (SCPD;,.). The value of the calculated arc energy will not
significantly rise even if a weak arc is still burning or is re-ignited after the commutation of the
current into the AQD.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

INTEGRATION DE SYSTEMES DE LIMITATION DE DEFAUT D'ARC

INTERNE DANS DES ENSEMBLES D'APPAREILLAGE DE PUISSAN
(EAP) CONFORMEMENT A L'IEC 61439-2

AVANT-PROPOS

CE

La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation
composée de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de I'lEC). L'I[EC a pour

omaines

objet de favoriser la r‘nnlhé\r:lﬁnn internationale RO toutes les nlllnefinne de normalisation dans les
de Ifélectricité et de I'électronique. A cet effet, I'lEC — entre autres activités — publie des
interpationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accesy
publig (PAS) et des Guides (ci-aprés dénommés "Publication(s) de I'lEC"). Leur élaboration est _confi
comifés d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut partic
organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec, I'lEC, p3
égalgment aux travaux. L'IEC collabore étroitement avec I'Organisation Internationale de“Normalisatiq
selor] des conditions fixées par accord entre les deux organisations.

Les décisions ou accords officiels de I'lEC concernant les questions techniques représentent, dans I3
du ppssible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que Jés.Comités nationaux
intér¢ssés sont représentés dans chaque comité d'études.

Les Publications de I'lEC se présentent sous la forme de recommandations” internationales et sont
comme telles par les Comités nationaux de I'lEC. Tous les efforts raisoniables sont entrepris afin
s'asslure de I'exactitude du contenu technique de ses publications; I'lEC,ne peut pas étre tenue respon
I'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite paf,un"quelconque utilisateur final.

Dans
mesyre possible, a appliquer de fagon transparente les Publications de I'lEC dans leurs publications n
et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de I'lEC et toutes publications natio
régionales correspondantes doivent étre indiquées en termes clairs dans ces derniéres.

L'IEQ elle-méme ne fournit aucune attestation de coenféormité. Des organismes de certification indéf
fourniissent des services d'évaluation de conformitéret, dans certains secteurs, accédent aux ma
confgrmité de I'lEC. L'IEC n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de ce
indégendants.

Tous|les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils.sont en possession de la derniére édition de cette publicat

Aucune responsabilité ne doit étre imputée a I'lEC, a ses administrateurs, employés, auxili
mandataires, y compris ses experis~particuliers et les membres de ses comités d'études et des
natiohaux de I'lEC, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de td
domrpage de quelque nature que\ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris
de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de I'utilisation de cette Publication de I'lE
toutel autre Publication de I'fEC;, ou au crédit qui lui est accordé.

L'attgntion est attirée surrles références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de pul
référgncées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.

L'attgntion est aftirée  sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de I'lEC peu
t de droits~de brevet. L'IEC ne saurait étre tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de td
vets et'de-ne pas avoir signalé leur existence.

Normes
ibles au
be a des
per. Les
rticipent
n (1SO),
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de I'lEC

agréées
ue I'lEC
sable de

le but d'encourager I'uniformité internationale, les Comités, nationaux de I'lEC s'engagent, dans| toute la

htionales
ales ou

endants
ques de
ification

on.

hires ou
Comités
ut autre
les frais
C ou de

lications

ent faire
Is droits

lormes

taghe, principale I''EC est ['élaboration des |

spécification technique

) d'une

lorsqu'en dépit de maints efforts, I'accord requis ne peut étre réalisé en faveur de la

publication d'une Norme internationale, ou

lorsque le sujet en question est encore en cours de développement technique ou
pour une raison quelconque, la possibilité d'un accord pour la publication d'une
internationale peut étre envisagée pour I'avenir mais pas dans l'immédiat.

quand,
Norme

Les spécifications techniques font I'objet d'un nouvel examen trois ans au plus tard aprés leur
publication afin de décider éventuellement de leur transformation en Normes internationales.

L'IEC TS 63107, qui est une spécification technique, a été établie par le sous-comité 121B:
Ensembles d'appareillages a basse tension, du comité d'études 121 de I'lEC: Appareillages et
ensembles d'appareillages basse tension.
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Le texte de cette spécification technique est issu des documents suivants:

DTS Rapport de vote
121B/89/DTS 121B/97/RVDTS

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette spécification technique.

La présente spécification technique doit étre lue conjointement avec I'IEC 61439-1 et
I'EC 61439-2. Les dispositions fixées par I'lEC 61439-1 et I'lEC 61439-2 s'appliquent au
présent document a chaque fois que cela est expressément indiqué. Lorsque le présent

docum

bnt spécifie "addition”, "modification” ou "remplacement", le texte correspond

ant de

I'EC 61439-1 et I'lEC 61439-2 doit étre adapté en conséquence.
Ce document a été rédigé selon les Directives ISO/IEC, Partie 2.
Le conpité a décidé que le contenu de ce document ne sera pas modifié¢ avant la date de
stabilit¢ indiquée sur le site web de I'lEC sous "http://webstore.ie€sch" dans les dpnnées
relativgds au document recherché. A cette date, le document sera
e recopnduit,
e suplprimé,
e remnjplacé par une édition révisée, ou
e amendé.
IMPORTANT - Le logo "colour inside™ qui se trouve sur la page de couverture de
cette [publication indique qu'elle contient des couleurs qui sont considérées c}mme
utiles| a une bonne compréhension {de son contenu. Les utilisateurs devraienf, par

cons

quent, imprimer cette publication en utilisant une imprimante couleur.
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INTRODUCTION

Les systémes de limitation de défaut d'arc interne (IAMS) désignent les systémes qui
consistent en un dispositif de contréle de défaut d'arc interne (IACD, Internal Arc-fault Control
Device) et un dispositif de réduction de défaut d'arc interne (IARD, Internal Arc-fault
Reduction Device).

Un IACD et un IARD peuvent étre combinés et congus en un seul dispositif.

Un IACD se base sur les effets de I'arc (par exemple, lumiéere, pression de gaz, variation de
courant et/ou de tension) pour détecter un arc a l'intérieur d'un ensemble d'appareillage de

puissafice (EAP et transmettre un stgnal de declenchement a un tARD associe. |

Un IARD réduit le niveau d'énergie de l'arc en-dessous de celui qui serait géneré pn son
absenge, et le défaut serait alors interrompu de maniére classique par “e -dispositif de
protectjon contre les courts-circuits (DPCC).

Le fongtionnement des IARD peut étre obtenu par différentes méthodes, employées setles ou
de marjiere combinée. Il s'agit, entre autres, des exemples suivants:

a) ung interruption provoquée par un DPCC monté en amont etdéeclenché par un IACD;

b) un |montage en paralléle d'un circuit de courant a faible impédance au moygn d'un
dispositif d'extinction d'arc (AQD) en vue de la commutation du courant vers ce| circuit
parpllele. Le fonctionnement d'un DPCC en amont est également exigé pour interrompre
le ¢ourant de court-circuit causé par I'AQD avant<qu'il ne dépasse son courant maximal
admissible;

¢) l'infroduction d'une impédance définie en sétie sur le circuit présentant un défaut d'arc au
moyen d'un dispositif limiteur de défaut*d'arc interne (IALD, Internal Arc-fault Uimiting
Deyice). Un DPCC en amont peut étre exigé pour éteindre I'arc.

Les tedhniques les plus courantes sont décrites aux points a) et b) ci-dessus.

Le prégent document a pour objet.de:

nir les exigences particuliéres relatives a l'intégration correcte de I'lAMS dans des
qui doivent étre _satisfaites par le fabricant d'origine de I'ensemble;

Scifier les exigences nécessaires a la vérification du bon fonctionnement de I'AMS;

— donner a l'utilisateur les informations sur les différentes options pouvant étre prises en

— foufnir dess recommandations au fabricant d'origine des EAP sur les exigen¢es de
conjstruetion qui nécessitent une attention toute particuliére au moment d'intégrer I'AMS.

Pour un—or onnemer UT € aple ae AMS, 1€ bon for onnement ade ARD avec I'lACD
qui y est associé est crucial. Il est présumé que la réussite de tous les essais spécifiés dans
le présent document atteste du bon fonctionnement du systéme dans son intégralité
(association et intégration des différents dispositifs).

Le présent document définit les essais permettant de vérifier qu'aucun fonctionnement
involontaire de I'lAMS ne peut étre causé, par exemple, par la commutation de composants
intégrés.

Il est important de tenir compte du comportement du systéme dans son intégralité lorsqu'un
arc interne se produit immédiatement aprés la mise sous tension de I'ensemble.

De plus, les influences extérieures de I'environnement immédiat, par exemple les sources de
lumiére, doivent étre prises en considération.
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L'intégration de I'lAMS dans des EAP a pour objectif de réduire I'énergie libérée en cas de
défaut d'arc interne en activant un IARD afin de:

— réduire tout dommage causé aux EAP;

— renforcer l'aptitude des EAP a continuer de fonctionner aprés un défaut d'arc interne;

— améliorer la capacité des EAP a réduire le risque de blessures pour le personnel.

La protection qu'offre un IAMS est cependant restreinte a certaines zones. Celles-ci sont
décrites dans le présent document sous le terme "zone protégée par I''AMS" (zone faisant

I'objet d'une vérification dans les plages spécifiques de valeurs de la tension assignée
d'emploi et du courant de court-circuit présumé) en vue du bon fonctionnement de I'lAMS.

L'IEC TR 61641 fournit des recommandations quant aux essais des EAP avec.'un IAMS
intégré|dans des conditions d'amorcage d'arc dans l'air, dues a un défaut interne et traite de
la séclrité du personnel et des dommages causés a I'EAP. Le Paragraphe(10.101.4 du
présenf document (Vérification d'un IAMS dans des EAP au moyen d'un essal) vise| a étre
appliqué conjointement avec I'lEC TR 61641.
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INTEGRATION DE SYSTEMES DE LIMITATION DE DEFAUT D'ARC
INTERNE DANS DES ENSEMBLES D'APPAREILLAGE DE PUISSANCE
(EAP) CONFORMEMENT A L'IEC 61439-2

1 Domaine d'application

Le présent document définit les exigences d'intégration et d'essai d'un IAMS dans des
ensembles d'appareillage & basse tension — ensembles d'appareillage de puissance (EAP),
conformément a I'lEC 61439-1 et I'lEC 61439-2, afin de démontrer leur bon fonctionnement.

Le présent document ne traite pas de la sécurité du personnel ou de dommages causés a
I'EAP. Ces exigences sont couvertes par I'lEC TR 61641 (voir également 10.40.1).

NOTE Le présent document peut servir de référence pour d'autres types d'ensembles visés dans |la série
IEC 61439. Toutefois, il est possible de devoir procéder a I'adaptation des procédures d'essai et des| criteres
d'acceptftion en tenant compte des spécificités de ces autres ensembles ou produits.

Un IAMS se compose d'IACD et d'IARD conformes a leur norme-de produit correspgndante
(par ekemple, des IACD par capteur optique conformes, a” I'lEC 60947-9-2, des AQD
conformes a I'lEC 60947-9-1 et des DPCC conformes a |'|EC 60947-2). La vérificatioh de la
bonne |marche du systéme entier en conditions intégrées est couverte, pour assyrer un
fonctionnement fiable dans un EAP.

Le présent document s'applique uniquement aux EAP sous enveloppe, et traite de toytes les
vérificgtions exigées pour l'intégration, en conjen¢tion avec I'lEC 61439-1 et I'lEC 6143p-2.

La progédure d'essai présentée dans le présent document prend en considération:

— le Hon fonctionnement de I'AMS .dans I'EAP;

— la prévention de tout fonctionnement involontaire de I'lAMS dans I'EAP;
— le gomportement du systéme immédiatement aprés la mise sous tension de I'ensemple.

Il est |possible d'effectuen"différents essais dans des conditions plus rigoureusgs (par

exemple, portes en position ouverte) sous réserve d'un accord entre l'utilisateur et le fgdbricant
d'origine de I'EAP.

Le présent document ne remplace aucune norme de produit individuel. Il est exigé que les
dispositifs individuels se conforment a leur norme applicable en la matiére.

Le prégent document ne s'applique pas 3 l'intégration des dispaositifs pour la détection de
défaut d'arc (AFDD) visés dans I''EC 62606.

L'Annexe Il informative donne des recommandations sur les exigences particulieres de
construction relatives a l'incorporation d'un IAMS dans un EAP.

L'Annexe HH informative donne des recommandations destinées a l'utilisateur d'EAP sur les
critéres a prendre en considération lors de la spécification d'un EAP avec un IAMS intégré.

2 Références normatives

Les documents suivants cités dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur contenu,
des exigences du présent document. Pour les références datées, seule I'édition citée
s’applique. Pour les références non datées, la derniére édition du document de référence
s'applique (y compris les éventuels amendements).
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IEC 60947-9-1:2019, Appareillage & basse tension — Partie 9-1: Systémes actifs de limitation
des défauts d'arc — Dispositifs d'extinction d'arc

IEC 60947-9-2:—, Appareillage a basse tension — Systémes actifs de limitation des défauts
d'arc — Partie 9-2: Dispositifs de détection et de réduction d'arc dd a un défaut interne par
capteur optique

IEC 61439-1:2020, Ensembles d'appareillage a basse tension — Partie 1: Regles générales

IEC 61439-2:—, Ensembles d'appareillage a basse tension— Partie 2: Ensembles
d'appareillage de puissance?2

IEC TR 61641:2014, Ensembles d'appareillage a basse tension sous enveloppe — Guide pour
I'essai pn conditions d'arc dues a un défaut interne

3 Termes et définitions

Pour lds besoins du présent document, les termes et définitions de I'EC 61439-2, aipsi que
les suiyants s'appliquent.

L'ISO gt I'lEC tiennent a jour des bases de données terminologiques destinées a étre utilisées
en normalisation, consultables aux adresses suivantes:

o |EQ Electropedia: disponible a I'adresse http://www_.electropedia.org/;
e 1S Online browsing platform: disponible a I'adresse http://www.iso.org/obp.

3.1
systéme de limitation de défaut d'arc interne
IAMS
systémle, composé d'un dispositif de contrdole de défaut d'arc interne (IACD) et d'un digpositif
de réduction de défaut d'arc interne (fARD), qui s'active en cas de défaut d'arc interne

Note 1 3|l'article: Un IAMS peut désigner un dispositif individuel de "type combiné" qui associe les fonctijons d'un
IACD et f'un IARD comme défini dans.//IEC 60947-9-2.

Note 2 a|l'article: Le terme abrégé "IAMS" est dérivé du terme anglais développé correspondant "internallarc-fault
mitigatiop system".

3.2
disposiitif de contréle de défaut d'arc interne
IACD

dispositif destiné a détecter un défaut d'arc interne qui émet un signal visant a actjver un
dispositif{de-fimitation séparé, ou qui limite automatiquement le défaut d'arc interne

Note 1 a l'article: Un IACD avec un pouvoir de limitation combine, dans le méme dispositif, un pouvoir de
détection de défaut d'arc interne et un pouvoir de coupure ou de fermeture.

Note 2 a l'article: Le terme abrégé "IACD" est dérivé du terme anglais développé correspondant "internal arc-fault
control device".

[SOURCE: IEC 60947-9-2:—, 3.3]

1 En cours de préparation. Stade a la date de publication: IEC/CCDV 60947-9-2:2020.
2 En cours de préparation. Stade a la date de publication: IEC/RFDIS 61439-2:2020.
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3.3

dispositif de réduction de défaut d'arc interne

IARD

dispositif destiné a réduire I'énergie libérée par un défaut d'arc interne

Note 1 a I'article: Un IARD peut étre obtenu au moyen d'un DPCC, d'un AQD ou d'un IALD.

Note 2 a I'article: Le terme abrégé "IARD" est dérivé du terme anglais développé correspondant "internal arc-fault
reduction device".

3.31
dispositif d'extinction d'arc
AQD
IARD destiné a éliminer les défauts d'arc en créant un chemin de courant a impédance plus
faible gour provoquer le transfert du courant d'arc vers ce nouveau chemin de courant

Note 1 4 I'article: Le terme abrégé "AQD" est dérivé du terme anglais développé correspondant "arc qyienching
device".

[SOURCE: IEC 60947-9-1:2019, 3.1, modifiée — Dans la définition "appareil" a été remplacé
par "IARD" et la Note 1 a l'article a été supprimée.]

3.3.2
dispositif limiteur de défaut d'arc interne
IALD
IARD dglestiné a réduire le courant de défaut d'arc solis une valeur particuliere, qui est
différent d'un DPCC doté d'une fonctionnalité de limitation de courant (par exemple, un|fusible
ou un disjoncteur)

Note 1 3|l'article: Le terme abrégé "IALD" est dérivé du terme anglais développé correspondant "internal|arc-fault
limiting device".

3.4
zone protégée par I'IAMS
zone sprveillée par un IAMS dans Taquelle un défaut d'arc interne est détecté, limitg, puis
éteint gt ou aucun fonctionnement-ifvolontaire d a un arc de commutation ne se produit

3.5
matérig¢l de connexion de-fransfert automatique
ATSE
matérigl de connexign'de transfert a action automatique

Note 1 & l'article:("Un ATSE comprend normalement tous les dispositifs nécessaires pour la surveillange et les
manceuvfes de transfert.

Note 2 a|l'article: Un ATSE peut avoir une caractéristique optionnelle pour une manceuvre locale.

Note 3 a l'article: Le terme abrégé "ATSE" est dérivé du terme anglais développé correspondant "automatic
transfer switching equipment”.

[SOURCE: IEC 60947-6-1:2005/AMD1:2013, 3.1.4]

3.6
temps de limitation de défaut d'arc dans un ensemble

ImtA
intervalle de temps entre I'amorgage t, du défaut d'arc interne et la commutation significative

des courants dans I'AQD

Note 1 a I'article: Le temps de limitation de défaut d'arc dans un ensemble est décrit a la Figure JJ.2 entre les
points c) et g).

Note 2 & I'article: Pour les applications dépourvues d'AQD, le temps d'extinction de défaut d'arc de I'lEC 60947-9-
2 peut étre utilisé comme alternative a la valeur ¢ ,.
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énergie libérée par I'arc pendant le défaut d'arc

4 Symboles et termes abrégés

Pour les besoins du présent document, les symboles et termes abrégés donnés dans
I'NEC 61439-2, ainsi que ceux présentés dans le Tableau 1 s'appliquent.

Tahl { — Symhal | brégs

Symbole/Terme Terme Paragraphe
abrégé

ACB disjoncteur a air (air circuit-breaker) JJ.1

AQD dispositif d'extinction d'arc 3.3

ATSE matériel de connexion de transfert 3.5
automatique

E, . énergie d'arc 3.7

IACD dispositif de contréle de défaut d'atc interne | 3.2

IALD dispositif limiteur de défaut d'arc interne 3.3.2

IAMS systéme de limitation de défaut d'arc 3.1
interne

IARD systéme de réductiofirde défaut d'arc 3.3
interne

A temps de limitation de défaut d'arc dans un 3.6
ensemble

5 Caractéristiques d'interface

L'Articl
Additio

5.101
La déc

- lag

b 5 de I'lEC 61439-2 est applicable avec les exceptions suivantes.

Caractéristiques de chaque zone protégée par I'lAMS individuelle

aration-des zone protégée par I'lAMS doit inclure les paramétres suivants:

lage’ de courant de court-circuit présumé (/;;) aux bornes d'entrée de I'EAP d

Eclarée

pour chaque zone protégée par I'lAMS pour laquelle I'lAMS est opérationnel,;

— la plage de tensions assignées d'emploi (U,) aux bornes d'entrée de I'EAP déclarée pour
chaque zone protégée par I'AMS pour laquelle I'lAMS est opérationnel;

— I'énergie d'arc maximale pendant les essais (E

arc

) qui correspond a la plus grande valeur

déclarée pour tout I'ensemble et définie par I'essai ou les essais indiqués en 10.101.4.

Le comportement de I'lAMS immédiatement aprés la mise sous tension de l'ensemble doit
étre pris en considération.

NOTE Le courant de court-circuit présumé et les tensions assignées d'emploi sont corrélées.

6 Informations

L'Article 6 de I'|EC 61439-2:— est applicable avec les exceptions suivantes.
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6.1 Marquage pour l'identification des EAP

Addition:

d) le type d'IARD conformément a 6.2.1.101.

e) les marquages pour l'identification exigés par les instructions du fabricant du dispositif
doivent étre respectés.

Remplacement du point g):

g) IEC 61439-2, IEC TS 63107

Additiop=

6.2.1.1p1 Type de composants d'IAMS utilisés dans I'EAP

— Typge de DPCC, en cas d'utilisation comme |IARD;

— Typge d'AQD (par exemple, AQD a un coup, AQD réarmable, fixe ou débrachable);
— Type d'IALD;

— Typge d'IACD (par exemple, autonome, multifonction ou combiné/avec un ou pl

ca
6.2.2
Additio
Si un
instruc

fonctio
lumiére

Dans le cas d'un IARD réutilisable, un essai fonctionnel doit étre pris en consid

pendar

Les in
d'origin
opérati
compo
mainte

7 Canditions’d'emploi

L'Articl

eurs secondaires ou sans capteur secondaire).

Instructions de manutention, d'installation, d'utilisation et de maintenanc
h aprés le premier alinéa:

IACD par capteur optique est utilisé, le fabricant d'ensembles doit (a Il'ai

nnement involontaire causé par une expgdsition a une source lumineuse (par ex
du soleil, lampe flash, éclairage artificiel).

t la maintenance.

structions du fabricant d'ensembles doivent (d'aprés les instructions du f3
e) inclure toutes_ 1es informations nécessaires a la remise en cor
bnnelles de l'ensemble aprés activation de I'lAMS. Il convient que ces instr

nance, le réarmement ou le remplacement d'un ou de plusieurs composants de |

b 7 de I'lEC 61439-2:— est applicable.

isieurs

e des

ions du fabricant d'origine, le cas échéant) fournir des informations sdr tout

emple,

lération

bricant
ditions
uctions

tent des recommandations portant, par exemple, sur la recherche de défaut, la

IAMS.

8 Exigences de construction

L'Article 8 de I'|EC 61439-2:— est applicable avec les exceptions suivantes.

8.5.3
Additio

Choix des appareils de connexion et des composants

n:

L'IACD par capteur optique doit étre choisi en tenant compte de son immunité a la lumiére
ambiante, conformément aux exigences de I'lEC 60947-9-2 (voir 8.2.3, Essais d'immunité a la
lumiére).
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Paragraphes supplémentaires:

8.5.102 Installation d'un IAMS

Pour les ensembles intégrant un IAMS, le fabricant d'origine doit fournir une documentation
technique spécifique sur l'installation; par exemple, les exigences d'installation des IAMS
selon leur nombre, leur position et les vérifications exigées pour controler le bon
fonctionnement des capteurs aprés installation dans I'EAP.

8.5.103 Quantité et emplacement des capteurs d'un IAMS

La quantité, I'emplacement et le montage adéquats des capteurs permettant a ces derniers de
détectdr un défaut d'arc interne doivent étre déterminés conformément aux recommangations
du fabficant de I'TACD (voir Annexe Il.2) et, le cas échéant, d'aprés I'expérienCe-4gcquise
grace gux précédents essais.

Parmi |es caractéristiques pertinentes du fabricant du dispositif pour l'intégration d'up IACD
par capteur optique, il est a citer:

— le choix du type de capteurs;

— la distance garantissant une détection a une distance spécifigue (par exemple, 1D kA et
plug, X cm), selon différents angles;

— l'orientation de la détection du ou des capteurs.

Le nombre, les emplacements et les montages des capteurs doivent étre vérifiés a 'alde des
essais |détaillés dans le présent document et documentés par le fabricant d'origine dans les
plans, @insi que dans les documents de conception.et de construction.

Lorsqulun ou plusieurs capteurs secondaires sont utilisés avec I'lAMS, il convient de fajre tout
particulierement attention a leur emplacement afin que la zone convenue soit surveilléel.

8.5.104 Connexion d'un AQD

La conpexion principale d'un AQD doit étre aussi prés que possible cété charge du digpositif
d'arrivde/alimentation de la celonne en question. Les conducteurs doivent étre aussi| courts
que popsible pour réduire les.chutes de tension. Ces conducteurs doivent prendre en ¢ompte
les conmtraintes mécanigques dues aux forces magnétiques, mais également la conptrainte
thermique en fonction/des performances de I'AQD.

8.102 | Performances d'un IAMS dans des EAP

Les zdnes situees dans les EAP devant étre protégées doivent étre convenues entre le
fabricapt d'ensembles et 'utilisateur.

Voir 9.101 pour les exigences sur les instructions du fabricant d'ensembles en matiére de
zone protégée par I'lAMS.

Les exigences particulieres de construction relatives a I'application, par exemple l'interaction
avec [I'ATSE, doivent étre prises en compte. L'Annexell informative donne des
recommandations sur l'incorporation d'un IAMS dans un EAP.

9 Exigences de performances

L'Article 9 de I'lEC 61439-2:— s'applique avec l'ajout suivant.
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Paragraphes supplémentaires:

9.101
Une zo

- lad

Identification d'une zone protégée par I'lAMS
ne protégée par IAMS (voir 5.101) doit satisfaire aux exigences suivantes:

étection de défaut d'arc interne est assurée (voir 10.101.1 et 10.101.2);

— tout fonctionnement involontaire est évité (voir 10.101.3);

— le défaut d'arc interne détecté peut étre limité, puis réduit (voir 10.101.4).

Une évaluation doit étre réalisée par le fabricant d'origine de I'EAP pour déterminer la cause
probabn de tout fonctionnement invalontaire dit a2 des arce de commutation ot laog essais
correspondants doivent étre menés. Une telle évaluation peut permettre d'identifiéryune ou
plusieurs zones non protégées.

NOTE 1] Il peut y avoir des zones dans I'EAP dont la protection est liée a certaines conditions; par exgmple, la
position e connexion du DPCC d'arrivée avec un IARD en aval.

NOTE 2| Les défauts d'arc internes amorcés hors d'une zone protégée peuvent également étre la capse d'un
fonctionjement involontaire. Que le fonctionnement soit volontaire ou involontaire "dépend de la solutign ou du

projet so

10 Vé
L'Articl
10.10.1
Additio
Si le fe
tempér

limites
monté

uhaité.

rification de la conception

b 10 de I'lEC 61439-2:— est applicable avec les €xceptions suivantes.
Généralités

n apres le dernier alinéa:

pture de I'air ambiant ou I'échauffement au niveau des bornes) qui sont inférieu
d'échauffement appliquées par’ ailleurs dans la colonne de I'ensemble ou I'lA
(par exemple, colonne d'arrivée), alors I'lARD doit étre inclus dans les

d‘échaxffement de la colopne™ correspondante. Les effets thermiques sur |

d'actio
10.11.1
Additio
Les en

aux co
d'alime

nement d'un IACD de type combiné doivent également étre pris en compte.

Généralités

sembles intégrant un AQD doivent étre soumis a essai pour prouver les perforr

urtstcircuits du circuit principal de I'AQD, notamment les conducteurs des
ntation d'entrée de I'EAP au point de sa connexion a I'AQD. La durée et le cou

bricant de I'lARD a spécifié des:limites d'échauffement pour I'lARD (par exenpple, la

€es aux
RD est
essais
organe

nances
bornes
rant de

court-c

TCUIt Presume qoivent €tre CONfOTTES auxX JONNees dectarees par te fapricant d

de I'EAP.

10.11.5.5 Résultats a obtenir

Addition aprés le deuxieme alinéa:

origine

Dans les applications avec un IAMS incorporant un AQD, aucune fissure dans le systéme de
jeu de barres n'est autorisée. L'évaluation doit étre réalisée aprés l'essai par examen visuel
avec une vision normale ou corrigée.
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Paragraphes supplémentaires:

10.101 Performances d'un IAMS dans des EAP
10.101.1 Généralités

Le fonctionnement correct d'un IAMS consiste en une détection et une réduction fiables des
conséquences de défaut d'arc interne a l'intérieur des EAP. Par conséquent, il est nécessaire
de vérifier, a titre d'essai du systéme, le bon fonctionnement de I'lAMS choisi en amorgant un
arc la ou leur formation est la plus probable.

Pour démontrer le fonctionnement correct d'un IAMS, il est nécessaire d'effectuer les
vérificdtions suivantes:

— la détection correcte d'un défaut d'arc interne par I'lACD (10.101.2);

— la grévention de tout fonctionnement involontaire de I'lACD du fait d'arcs/de°‘commutation
dans I'EAP (10.101.3);

— le fonctionnement correct de I''AMS dans son intégralité, c'est-a‘dire de I'lACO et de
I'lARD, et la détermination de I'énergie résiduelle du défaut d'arc (40.101.4);

— la Vérification de tout retard éventuel d'un IAMS alimenté parla méme source qu¢ I'EAP
profégé par I'lAMS, lorsque la source est mise sous tension/avec un défaut existanpt dans
I'EAP, ce qui donne lieu a un défaut d'arc interne (10.101.%).

Concernant tout emploi dans des applications particulieres (par exemple, des applifations
avec des unités de compensation du facteur de pdissance) ou les influences dugs a la
maintepance et au fonctionnement (par exemple, paortes ouvertes, parties débrochables en
position d'essai), des essais supplémentaires “peuvent étre nécessaires selon cp dont
I'utilisafeur et le fabricant d'origine de I'EAP sont’convenus.

Lorsqujun EAP avec un IAMS ayant été-vérifié conformément au présent document est
également exigé pour se conformer aux‘regles de sécurité du personnel définies ou| limiter
tout dgmmage causé a I'EAP, des(Cessais conformément a I''lEC TR 61641 doivent étre
réalisés.

Il convlent de reconnaitre que-tout essai effectué a uniquement une portée indicativg¢ et ne
saurait|couvrir toutes les éventualités.

Le fabficant d'origine_de I'EAP doit justifier de la détermination du ou des échaptillons
représ¢ntatifs, ainsi\que du ou des montages d'essai mis en ceuvre pour la réalisation des
différents essajsi(les essais individuels relatifs a l'intégration correcte d'un IAMS dans des
EAP décrits dans' le présent article visent a réduire le nombre d'essais effectués.

Des édhantillons représentatifs doivent étre utilisés lors de tous les essais de performances.
Tous les—essais_doivent etre effectués sur te merme Specimen ou sur_umnm _specimen neuf
identique. Lors de ces essais, les formes de séparation interne de I'EAP ainsi que le type, le
nombre et le positionnement des capteurs d'un IACD ne doivent pas étre modifiés. Le choix
de la conception de référence et la configuration des points d'amorcage d'arc indiqués en
10.101.2.3 reviennent au fabricant d'origine de I'ensemble.

NOTE 1 En raison de la diversité des types, des valeurs assignées et des combinaisons possibles d'unités
fonctionnelles et de composants, les essais ne sont pas réalisables pour toutes les variantes.

L'utilisation de résultat d'essais sous courant alternatif pour une application en courant
continu (et inversement) n'est pas permise, car les performances de défaut d'arc interne et de
tout dispositif de protection associé sont sensiblement différentes.

Lors de tous les essais, tous les circuits principaux et auxiliaires présents dans I'EAP doivent
étre alimentés selon les instructions du fabricant d'origine de I'EAP et en tenant compte des
spécifications des produits.
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L'essai est effectué sur des échantillons représentatifs:

a) l'essai doit étre réalisé sur un spécimen n'ayant pas été précédemment soumis a un essai
d'arc ou sur un spécimen reconditionné, suivant le cas. Le spécimen et I'équipement a
I'intérieur de ce dernier peuvent étre réparés ou remplacés avant chaque essai.

Toute pollution issue d'un ou de plusieurs essais précédents (par exemple, une pollution
due a une carbonisation) peut altérer la fonction de I'lACD et peut exiger une opération de
maintenance avant de l'utiliser lors de nouveaux essais;

b) les conditions de montage doivent étre aussi proches que possible des conditions
d'emploi normales. La reproduction du local dans lequel I'EAP pourrait étre installé n'est
pas nécessaire;

NOTE 2 En conditions d'emploi normales, il est présumé que la lumiére ambiante n'a aucun effet défpvorable
sur [I'lAMS en cas d'utilisation d'un IACD avec capteur de lumiére et d'un ou de plusi€urs”capteurs
sec¢ndaires.

c) les|portes et panneaux doivent étre fermés et fixés de méme qu'en utilisation nprmale,
corfformément aux instructions du fabricant d'origine. Lors de toute vérification de gas tels
qug la maintenance, des essais alternatifs doivent étre pris en considération selon ¢e dont
l'utflisateur et le fabricant d'origine sont convenus;

d) le gpécimen doit étre entierement équipé et pourvu de toutes’les zones protégées a la
créption d'arc, le cas échéant. La reproduction des composantsjinternes (a I'except|on des
zorles protégées a la création d'arc) est autorisée sous réserve de ce qui suit:

1) lces composants internes sont de volume et de forme (identiques et sont constitugs d'un
matériau externe similaire aux éléments d'origine;

2) tout matériau métallique externe est mis a la terre’”de méme qu'en utilisation normale;

3) le circuit principal de cette unité fonctionnglle doit étre reproduit par des condlicteurs
représentatifs qui sont alimentés;

e) tout conducteur normalement associé a funité fonctionnelle soumise a essai doit étre
insfallé de méme qu'en conditions d'utilisation, avec tout presse-étoupe ou équipement
similaire. De plus, tout conducteur\*ou toute unité fonctionnelle adjacente susdeptible
d'inffluer sur les résultats des essais doit étre installé;

NOTE 3 La fonction des capteurs.peut étre influencée par les conducteurs.

f) les|mesures assignées de protection contre les chocs électriques doivent étre effectives
(voJr I'EC 61439-1 et I'61439-2:—, 8.4).

Lors des essais, la valeur du courant de court-circuit présumé a une tension d'essai dpit étre
détermjnée a partir d'un’ oscillogramme d'étalonnage établi en court-circuitant les condlicteurs
d'alimegntation de~-FEAP par une connexion d'impédance négligeable placée aussi prgs que
de l'alimentation d'arrivée de I'EAP. La tension d'essai doit respecter une tolérance
0. L'oscilftogramme doit révéler un passage de courant d'une constance telle qy'il peut
esufé)pendant la durée de l'essai spécifiée. La valeur du courant au cours de
I'étalonnage est la moyenne des valeurs efficaces de la composante alternative dans| toutes
les ph ; S ité > =CiTCUui issible avec
une tolérance de 0 % a +5 %. Dans les systémes polyphasés, cette tolérance est respectée
sur la valeur moyenne de tous les courants de ligne, alors que chaque courant de ligne
individuel peut avoir une tolérance de 5 %. Pour les essais en courant alternatif, le facteur
de puissance doit étre conforme au Tableau 7 de I'lEC 61439-1:2020, a l'intérieur d'une
tolérance de 0,00 % a —-0,05 %.

La valeur de créte présumée et la valeur efficace de courant de court-circuit présumée
doivent étre conformes aux spécifications du fabricant d'origine de I'EAP.

Tous les essais en courant alternatif doivent étre réalisés a la fréquence assignée de I'EAP
avec une tolérance de +25 %.

L'alimentation électrique doit étre appliquée a I'EAP soumis a essai pour la durée indiquée
par le fabricant d'origine avec une tolérance de 0 % a + 10 %.
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S'il est utilisé, le fil d'amorcage doit étre conforme a I'lEC TR 61641:2014 (voir le Tableau 1
ou le Tableau 2).

10.101.2 Vérification de la détection de défaut d'arc au moyen d'un essai

10.101.2.1 Généralités

L'objectif de cet essai est de démontrer la bonne détection d'un défaut d'arc aux points
auxquels I'amorgage d'un arc est le plus probable dans I'EAP. Par conséquent, le niveau de
courant de court-circuit présumé auquel un défaut d'arc interne peut étre détecté avec
certitude dans différentes zones doit étre vérifié.

10.101

L'essai
d'empl

2.2 Montages d'essai

est effectué sous forme d'essai monophasé ou entre phases selon les)con
i et/ou les configurations de la zone correspondante soumise a essai.

Dans I mesure du possible, pendant I'essai, I'lARD peut ne pas étre cophecté a I'lACL

ce cas
effectu
doit étr

10.101

La ten
braler.
fabrica
tenant
circuit

NOTE 1
présumé

cas le ni
Si I'arg
prévu

augme

, le bon fonctionnement de I'lACD doit étre vérifié par releves’ du fonction
Es sur oscillogramme. Sinon, le bon fonctionnement des contacts principaux de
e consigné a l'aide de relevés effectués sur un oscillogramme.

2.3 Procédure d'essai

sion d'essai doit étre suffisamment élevée pour que l'arc soit stable et conti
L'essai doit étre effectué avec le niveau de_courant de court-circuit selon ce
nt d'origine et |'utilisateur de I'EAP sont convenus. En absence d'un tel acc
compte de I'lEC 61439-1:2020 et I'lEC 61439-2:—, 10.11.2 a), le courant de
brésumé doit avoir une valeur efficace de¥0 kA.

En regle générale, la vérification d'unecdétection slre est effectuée avec le courant de coy
le plus faible (1CID voir 5.101) pouvant sufvenir lors d'une application particuliére. Il est estimé que

eau de signal des capteurs de I'lACDest le plus faible.

s'éteint avant d'étre détecté ou aprés expiration du temps de détection ma
temps spécifié par le(fabricant d'origine), I'essai peut étre effectué de nouv
ntant le courant présumeé de la valeur définie par le fabricant d'origine.

L'échantillon d'essai est-connecté et alimenté suivant le montage d'utilisation normal
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de |la source du courant d'essai.
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étre-prises en compte, suivant le cas:
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nd tous les montages des conducteurs PE, N et PEN, directement connectés au point
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a) cOté alimentation de I'unité fonctionnelle d'arrivée;

b) cbété charge de I'unité fonctionnelle d'arrivée;

c) le long du jeu de barres principal;

d) lelong du jeu de barres de distribution;

e) coté alimentation de toute zone protégée a la création d'arc associée;

f) cbté alimentation de I'unité fonctionnelle de départ;

g) cbté charge de I'unité fonctionnelle de départ.

L'arc ne doit pas se former dans une zone protégée a la création d'arc conformément a 3.9 de
I''EC TR 61641:2014. Le matériau solide isolant sur les conducteurs ne doit pas étre détruit,

enlevé

ou perceé.
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La détermination de la position la plus défavorable du point d'amorgage d'arc dans les zones
d'essai doit découler d'une analyse tenant compte des caractéristiques de I'lACD, des
emplacements possibles de l'arc, des caractéristiques des capteurs et des caractéristiques du
dispositif de protection. L'analyse doit étre effectuée par le fabricant d'origine et documentée.

Le fil d'

amorgage doit étre placé pour les différents systémes comme suit:

— systémes IT monophasés — entre deux lignes;

— systéemes IT triphasés — entre deux phases;

— systemes IT triphasés avec neutre distribué — entre la ligne et le neutre;

— systémes TN monophasés — entre la ligne et le neutre/la terre;

— sys
— sys
— sys
— sys
NOTE 2

Lorsqu
des co

10.101

L'essai

Si l'arc
pas étr|

La dét
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déclen

Le tem
étre do
de l'ar

combiné, le temps maximum est le temps qui s'écoule entre I'amorgage de l'arc t; et le

d'extin

L'essai

emes TN triphasés — entre la ligne et le neutre/la terre;
emes TT monophasés — entre la ligne et le neutre;
emes TT triphasés — entre la ligne et le neutre;

emes TT triphasés sans neutre distribué — entre deux lignes.
L'objectif est d'effectuer un essai avec une faible valeur d'énergie d'arc a dés-fins de détection.

e les conducteurs neutre et terre, y compris les parties mises a la terre, sont &
hducteurs de ligne, I'essai doit étre réalisé sur deux lignes,

2.4 Résultats a obtenir

est considéré satisfaisant lorsque I'lACD a détecté I'arc.

n'a pas été détecté en un ou plusieurs points d'amorgcage, la zone concernée
e déclarée comme zone protégée par KAMS.

bction de l'arc interne doit étre~documentée dans le rapport d'essai a l'ai
rammes montrant la tension~de l'arc, les tracés des courants et le sig
chement, le cas échéant.

bs maximum de détectian et le courant de court-circuit présumé correspondant
cumentés. Le temps_de détection maximal est le temps qui s'écoule entre I'am
c tp et l'instant d'apparition du signal de déclenchement. Pour les IACD d

tion (voir 'lEC'60947-9-2).

oignés

ne doit

He des
nal de

Hoivent
orcage
e type
temps

couvrentoutes les applications pour toutes les tensions assignées les plus élevées.

10.101

2.5/Vérification de la détection de défaut d'arc par comparaison @ une

conception de référence

Les performances d'une variante particuliére peuvent étre vérifiées en les comparant aux
résultats d'essai d'une ou de plusieurs conceptions de référence. Pour cette comparaison, le

Tableau 13 de

supplémentaires suivants pour I'lACD:

— aucun remplacement ou ajout de dispositifs de réduction de pression;

— les

capteurs et I'lACD sont identiques;

— un nombre de capteurs égal ou supérieur;

I''EC 61439-1:2020 doit étre appliqué en tenant compte des facteurs

— les capteurs sont situés a une distance inférieure ou égale aux distances précédemment

Sou

mises a essai par rapport aux différents points d'amorcage d'arc;

— les capteurs présentent un alignement identiqgue ou amélioré par rapport aux points
d'amorgage de défaut d'arc interne;
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— les modifications apportées au niveau des séparations n'entravent que la détection des
arcs de commutation;

— laréflexion des cbtés intérieurs de I'enveloppe ou des composants de séparation n'est pas
inférieure.

10.101.3 Vérification au moyen d'un essai qu'un fonctionnement involontaire n'est
pas possible

10.101.3.1 Généralités

Les appareils de connexion peuvent activer un IAMS intégré au cours de leur utilisation
normale en raison des arcs de commutation. L'objectif de cet essai est de démontrer que le

fonctiorwmrmmm—wmeﬁﬁﬁmmsamrm—muwmkns de
commutation.

Les EAP ou circuits d'EAP protégés par des DPCC doivent étre soumis aesSai ayec les
réglaggs de dispositif offrant les plus grandes valeurs d'énergie coupée limitée au coufant de
court-cjrcuit présumé prévu et a la tension d'emploi associée (Uy). Sif>selon les dpnnées

déclardes par le fabricant d'origine de I'EAP, les performances sont liées a une plage de
réglage en particulier, les conditions d'essai doivent étre définies suf la’valeur maximale dans
cette plage.

EXEMPUE Les causes probables de fonctionnement involontaire a l'intérieur de I'EAP sont le fonctionnenjent d'un
contactepr ou d'un interrupteur ou l'interruption d'une surintensité par un disjoncteur.

10.101{3.2 Montages d'essai

L'essail est effectué sous forme d'essai monophasé)ou triphasé conformément aux conditions
d'empl¢i. L'essai est réalisé en triphasé sur un réseau triphasé ou triphasé avec neutre et en
monophasé sur un réseau monophasé avec neutre. Dans la mesure du possible, pendant
I'essai,| I'lARD peut ne pas étre connecté a\l'lACD. Dans ce cas, le bon fonctionnement de
I'lACD [doit étre vérifié par relevés du fonctionnement effectués sur oscillogramme. Sinon, le
bon fopctionnement des contacts principaux de I'lARD doit étre consigné a l'aide de felevés
effectugs sur un oscillogramme.

Tout e$sai supplémentaire dait,étre soumis a l'accord du fabricant d'origine de I'EAR et de
l'utilisafeur; par exemple, quant a l'influence des lampes-torches, lampes flash ¢u des
machines de soudage.

10.101|3.3 Procédure d'essai

L'essail doit étre~réalisé avec les appareils de connexion destinés a étre installés dang I'EAP
et proquisant-les plus grandes émissions (par exemple, des émissions de lumiére). |l s'agit
généralement du dispositif avec les plus grandes distances de sécurité par rapport aux
parties|métalliques mises a la terre. Cela doit étre déterminé en fonction des instructions du
fabricant de I'appareil de connexion.

Si le fabricant de l'appareil de connexion ne fournit aucune information quant aux plus
grandes émissions concernées (par exemple, pour des IACD par capteur optique, les
émissions de lumiéere produites en dehors de I'appareil de connexion), des essais doivent étre
effectués pour chaque taille d'appareil de connexion en tenant compte de la tension assignée
d'emploi maximale de l'application ou des applications prévues, ainsi que du niveau de court-
circuit correspondant. Les essais réalisés avec une tension assignée d'emploi plus élevée
couvrent les valeurs inférieures et les essais effectués avec des niveaux de court-circuit d'un
méme niveau de tension couvrent les valeurs inférieures.

10.101.3.4 Résultats a obtenir
L'EAP est vérifié si:

— I'lACD ne s'est pas déclenché ou interrompu en cas d'lACD de type combiné;
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— l'appareil de connexion a I'étude a fonctionné comme prévu.

Cela doit étre documenté dans le rapport d'essai a I'aide des oscillogrammes montrant les
valeurs de courant de court-circuit et une tension de rétablissement compléte a la fin de
I'essai.

10.101.3.5 Vérification par comparaison avec une conception de référence qu'un
fonctionnement involontaire n'est pas possible

Les performances d'une variante particuliéere peuvent étre vérifiées en les comparant aux
résultats d'essai d'une conception de référence. Pour cette comparaison, le Tableau 13 de
I''EC 61439-1:2020 doit étre appliqué en tenant compte des facteurs supplémentaires
suivanfspour tHtACD:

— audun remplacement ou ajout de dispositifs de réduction de pression;
— les[capteurs et I'ACD sont identiques:
— un hombre de capteurs inférieur ou égal;

— les|capteurs ont une orientation identique par rapport aux chambres de coupure de
I'appareil ou des appareils de connexion;

— les|appareils de connexion devant étre évalués sont de méme staille et de méme gérie et
présentent des émissions inférieures ou égales (par exemple, pour des IACD par ¢apteur
optlque, les émissions de lumiére hors du dispositif déclarées par le fabricant de celui-ci);

NOTE 1 Les distances de sécurité par rapport aux parties métalliques mises a la terre spécifiégs par le
fabri¢gant du dispositif peuvent étre une indication de la quantitésd'échappement a I'extérieur d'un appareil de
conngxion.
— les|modifications apportées au niveau des séparations entravent la détection des arcs de
conmpmutation de fagon supérieure ou égale;

— la féflexion des co6tés intérieurs de l'enveloppe ou des composants de séparatjon est
infdrieure ou égale;

— la distance de l'appareil ou des appareils de connexion par rapport a un ou pllsieurs
capteurs d'un IAMS est supérieure-ou égale.

NOTE 2 Cette exigence se base“sur I'hypothése selon laquelle I'augmentation de cette distance féduit la
capafité de détection.

10.101{4 Vérification d'un IAMS dans des EAP au moyen d'un essai
10.101{4.1 Généralités

L'objedtif de cetiessai est de démontrer le bon fonctionnement de I'lAMS et de dét¢rminer
I'énergle de défaut d'arc libérée dans I'EAP au cours de la limitation de ce défaut.

Les EAROu circuits d'EAP protégés par des DPCC doivent étre soumis a essai ayec les
réglagesde dispositifofframttes plusgranmdes vateurs ' €nergie coupee timitéeau courant de
court-circuit présumé prévu et a la tension d'emploi associée (Ug). Si, selon les données
déclarées par le fabricant d'origine de I'EAP, les performances sont liées a une plage de
réglage en particulier, les conditions d'essai doivent étre définies sur la valeur maximale dans
cette plage.

NOTE Cet essai peut étre effectué conjointement avec I'Article 8 de I'lEC TR 61641:2014.
10.101.4.2 Montages d'essai

La tension pendant l|'essai doit étre mesurée aussi prés que possible des bornes
d'alimentation de I'EAP, sauf accord contraire entre I'utilisateur et le fabricant d'ensembles.

NOTE Le point de mesure de la tension et, par conséquent son résultat, influencent le calcul de I'énergie.
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10.101.4.3 Procédure d'essai

L'essai doit étre réalisé sur I'lAMS dans son intégralité.

L'essai doit étre effectué a la tension assignée d'emploi maximale et au courant de court-
circuit assigné (I, ou I;) de I'EAP déclarés par le fabricant d'origine. Cela couvre toutes les

valeurs de tension et de courant assignées jusqu'aux valeurs maximales utilisées lors des
essais.

Lorsque différents courants de court-circuit maximums assignés (I, ou I,.) et les tensions
assignées d'emploi correspondantes s'appliquent, un essai est exigé au courant de court-

. .t e} P L " . z Tl [P
C|rCu| TTAATITTUTIT CUTTCopPUTIUAlTl d LITAdyYuUu T LCTTOTUTI ClOOIyIIUU U CTITYTUT.

I'amorgage de I'arc sur un réseau triphasé doit étre triphasé.

Dans I¢ cas des systémes monophasés, le fil d'amorgage doit étre placé jpour les différents
systémles comme suit:

— sysfiemes IT — entre deux lignes;
— sysiemes TN — entre la ligne et le neutre/la terre

Lorgque la distance entre la ligne et les conducteurs misca\la terre, y compris les |parties
mises a la terre, est supérieure a la distance entre la lighe et les conducteurs nleutres,
I'espai doit étre effectué entre la ligne et le neutre;

— systémes TT — entre la ligne et le neutre.

Les amorgages d'arc de ce type engendrent la plus’grande valeur de courant de cour{-circuit
pour chaque réseau et doivent donc étre soumijs<a essai.

Pour spumettre a essai le courant de défaut d'arc maximum, le défaut d'arc interne dpit étre
amorcqd dans la zone protégée par J4YAMS la plus proche des bornes d'entrée.| Le fil
d'amorgage doit étre placé au point.de formation d'un défaut d'arc le plus probable dans la
zone protégée par I'lAMS. Les essais doivent étre réalisés avec les valeurs de courf-circuit
présunjées correspondant au courant de créte de court-circuit assigné Tok et au coufant de

courte |[durée admissible I, .de“I'EAP. Pour la valeur et la durée du courant de courtjcircuit,
voir 10]11.5.4 de I'lEC 61439-1:2020.

Pour up AQD, l'essai“doit étre effectué dans les conditions les plus défavorables, ayec les
condugdteurs de section minimale les plus longs entre I'alimentation électrique et I'AQD pour
chaqudg caractéristique assignée de court-circuit.

Si le r¢sultat’ du calcul de l'intégrale de Joule (/2f) est inférieur au résultat de l'intégfale de
Joule wmmﬁwmmm us est

exigé. Les calculs doivent étre effectués a partir du temps de détection (voir 10.101.2.4). Si le
temps d'extinction d'un IARD ou le temps de limitation d'un AQD est plus de dix fois supérieur
au temps de détection de I'lACD, I'essai ci-dessous n'est pas exigé.

Cet essai supplémentaire doit étre réalisé dans la position dans laquelle l'intégrale de Joule
maximale est calculée, en respectant les conditions ci-dessous:
— le niveau de tension d'essai doit étre identique a celui employé en 10.101.2;

— le niveau de courant de court-circuit présumé doit étre identique a celui détecté en
10.101.2, correspondant au temps de détection utilisé pour le calcul de l'intégrale de
Joule;

— le fil d'amorgage doit étre placé suivant le ou les montages d'essai indiqués en 10.101.2.2.

NOTE 1 Ces essais sont nécessaires pour déterminer I'énergie de défaut d'arc maximale. Le calcul de I'énergie
de défaut d'arc exclut I'énergie dissipée dans les DPCC.
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Lorsqu'un DPCC est installé dans le circuit d'arrivée de I'EAP, la tension d'essai doit étre
maintenue pour une durée d'au moins 10 cycles aprés l'instant d'interruption du courant par le
DPCC attendu.

NOTE 2 Cette durée supplémentaire est nécessaire pour démontrer qu'aucun arc ne s'amorce du coété
alimentation du DPCC d'arrivée.

En l'absence de DPCC dans le circuit d'arrivée de I'EAP (équipé ou non d'AQD), la tension
d'essai doit étre appliquée pendant un temps suffisamment long pour permettre a I'lAMS de
limiter le défaut (cela inclut le temps de fonctionnement attendu du DPCC amont, spécifié par
le fabricant d'origine).

10.101[4 4 Résultats a obtenir

L'essail est valide lorsque le passage de courant dans le spécimen est et reste a(O\A gvant la
mise hors tension.

L'énergie d'arc interne doit étre documentée dans le rapport d'essai a l'aide de
l'oscilldqgramme indiquant les valeurs d'énergie. Lorsqu'un AQD est employé comme IARD, le
temps fe limitation de défaut d'arc dans un ensemble rmt4 compriscentre ¢, (voir Article JJ.1,

point c)) et g (voir Article JJ.1, point g)) doit étre documenté dans-le rapport d'essai.

L'énergie d'arc maximale pendant I'essai doit étre documentée de la maniére suivante:| Earc =
Earc(ty), t (voir Article JJ.1, point h)). L'énergie d'arc estCalculée comme suit:

Earc,,(fn) = I(uw (¢)*i,, (t)) dr avec

Earc(ty

N
ZEarc,w (th)

w=1
- — indice de phase;
— [ voir Article JJ.1, point c);
— [, voir Article JJ.(1,)point h);

—  u(t) = tension phase-terre mesurée a la borne d'entrée de la phase concernée;
— [iw (t) = cotfant de ligne de défaut d'arc mesuré ou calculé pour la phase concernée;
— N = nombre de phases.

10.101{5.</Performances aprés une mise sous tension ou une remise sous tensioh

10.101.5.1 Performances d'un IACD

Si I'ACD doit étre installé avec une alimentation électrique sécurisée séparée comme une
ASI ou une alimentation dérivée d'une source séparée isolée de la source protégée, alors les
essais d'intégrité de I'alimentation électrique ne sont pas exigés. Si I'lACD est alimenté
directement par le systéme d'alimentation protégé, alors les essais d'intégrité de
I'alimentation électrique ci-dessous sont exigés.

Pour décrire le fonctionnement d'un IACD lors d'un redémarrage aprés une panne
d'alimentation, I'essai indiqué en 10.101.2 doit étre répété pour un point d'amorgage d'arc
représentatif, de fagon telle que la tension d'alimentation d'un IACD soit appliquée en méme
temps que la tension d'amorgage de l'arc interne.

En conséquence, la différence entre les temps de détection des essais effectués suivant
10.101.2.4 et 10.101.5.1 doit étre documentée et I'essai décrit en 10.101.4 doit étre réalisé.
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NOTE Un emplacement d'amorgage d'arc représentatif est situé en un point ou le systéme a détecteé I'arc.
10.101.5.2 Performances d'un IARD

Si I'lARD doit étre installé avec une alimentation électrique sécurisée séparée comme une
ASI ou une alimentation dérivée d'une source séparée isolée de la source protégée, alors les
essais d'intégrité de l'alimentation électrique ne sont pas exigés. Si I'lARD est alimenté
directement par le systéme d'alimentation protége, alors les essais d'intégrité de
I'alimentation électrique ci-dessous sont exigés.

Pour décrire le fonctionnement d'un IARD lors d'un redémarrage aprés une panne
d'alimentation, l'essai indiqué en 10.101.4 doit étre répété de fagon telle que la tension

d‘alim tation da M'NADND cnit annlini i An an mAma tamine ~in 1o tancian A'lamaraaan nle IlarC
oo G 1A —SBr—apPP H—rHere—emps ot o ToOTr G oT )

heuee—e ps—erte— cage—
interne

En conséquence, la différence entre I'énergie des essais effectués suivant:10.101.4.4 et
10.10115.2 doit étre documentée.

10.101{6 Substitution d'un appareil
10.101{6.1 Substitution de I'lACD

Il n'est|pas possible de substituer des IACD de différents fabricants. La substitution d'uh IACD
d'un meéme fabricant de dispositif est admise tant que la déclaration technique fournie [ndique
que le dispositif de substitution offre des performances identiques lorsque celui-ci est [intégré
dans I'EAP.

L'interdction complexe entre capteurs, modulesxd'entrée/sortie et unités centrales [faisant
partie de I'lACD et I'EAP limite la substitution d'IACD.

10.101{6.2 Substitution de I'lARD
1) Poyr le DPCC, voir le Paragraphe 10:10.3.5 de I'lEC 61439-1:2020;

2) La |substitution d'un AQD (vair I'"EC 60947-9-1) est autorisée si toutes les corjditions
listees ci-dessous sont respeciées:

— Ja chute maximale de tension dans I'état a faible impédance est inférieure ou égale;
— e temps de fonctionnement maximum est inférieur ou égal;

— Ja disposition physique des bornes n'augmente pas les contraintes sur les autrgs jeux
de barres;

— |Jes caraectéristiques assignées de tenue au courant de court-circuit de courtg durée
admissible sont supérieures ou égales;

— latension assignée d'emploi est supérieure ou égale;

— atension assianée d'isolement est sunérieure ou éaale:
~J Ll ~J 7

la tension assignée de tenue aux chocs est supérieure ou égale.

3) Pour I'lALD, aucune substitution de dispositif n'est acceptée.

11 Vérification individuelle de série

L'Article 11 de I'lEC 61439-2:— est applicable avec les exceptions suivantes.
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11.10 Cablage, performance opérationnelle et fonctionnement

Addition:

Les essais doivent confirmer le fonctionnement de tous les capteurs installés utilisés pour
I'lACD. Si cela a été déclaré par le fabricant du dispositif, un IACD peut étre soumis a essai
avec une source de lumiére définie afin de contrdler la bonne installation de I'lAMS. Un IARD
réutilisable doit étre pris en considération lors de cet essai fonctionnel.

NOTE Conformément a I'lEC 60947-9-1:2019, I'AQD a un coup peut étre désactivé.



https://iecnorm.com/api/?name=d28100178e1ebd128156c24c9d1dc520

- 62— IEC TS 63107:2020 © IEC 2020

Annexes
Les annexes de I'lEC 61439-2:— sont applicables avec les exceptions suivantes.
Les Annexes DD, EE, FF de I'lEC 61439-2:— ne sont pas applicables.

Ajout des Annexes HH, I, JJ.
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Annexe HH
(informative)

Recommandations destinées a l'utilisateur d'EAP sur les critéres a
prendre en considération lors de la spécification d'un EAP avec un IAMS

HH.1

intégreé

Généralités

Un défaut d'arc interne est un phénoméne trés rare, mais qui a généralement un impact
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ntation. La probabilité d'apparition d'un défaut d'arc interne dans un EAP)p
au moyen de méthodes de construction adéquates, comme des lignes.de
es d'isolement suffisantes, ainsi que ['utilisation d'un matériau d'isolation apy
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roprié.
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uction de I'lEC TR 61641 présente un bref apergu de I'ensemble des causes e} effets
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R 61641 propose des recommandations pour soumettte/a essai les EAP daphs des

bns de défaut d'arc interne, dans le but de déterminer-es effets d'un tel défaut d
a proximité immédiate de celui-ci.

S peut étre utilisé pour réduire les dommages. causés par un défaut d'arc intern
encourus. |l n'est toutefois pas capablesd'empécher la survenue du défay

tion de base d'un IAMS est de diminuer I'énergie de défaut d'arc. Cela est poss
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nce en paralléle du circuit devcourant de l'arc. La réduction de la valeur du
but étre obtenue en augmentant I'impédance dans le circuit de courant d'arc.

de défaut d'arc intetne dans un EAP, le niveau de dommages dans I'envelopp
brovoqués a proximité immeédiate sont fonction de l'interaction entre les par
ues de l'alimentation (tension d'emploi et courant de court-circuit présumé
tion de I'ensemble, selon le systéme de limitation de défaut d'arc interne utilisé
lion dans /'EAP.

ne évaluation pertinente, il est nécessaire d'évaluer la solution compléte (IAMS
nt’compte des éléments suivants:

courant

et les
metres
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+ EAP)

1) l'influence des parametres électriques de I'alimentation,

a)
b)
c)
d)

la tension d'emploi,
le courant de court-circuit,
la catégorie de surtension,

le raccordement a la terre,

2) le niveau de protection,

a)
b)

la protection contre les dommages des parties de I'ensemble,
la réduction des risques de blessure pour le personnel,

3) la réduction des temps d'arrét et des conséquences pour le processus associe,

a)
b)

I'interaction avec d'autres dispositifs/systémes dans I'EAP,
I'interaction de I'ACD avec d'autres dispositifs et systéemes,


https://iecnorm.com/api/?name=d28100178e1ebd128156c24c9d1dc520

- 64 - IEC TS 63107:2020 © IEC 2020

c) l'interaction de I'AQD avec d'autres dispositifs et systémes.

Ces aspects sont traités plus longuement aux Paragraphes HH.2 et HH.3.

HH.2 Influence des parameétres électriques de I'alimentation

HH.2.1 Généralités

En régle générale, il convient que la conception de tous les composants de I'lAMS s'aligne
sur les caractéristiques assignées de l'alimentation, de sorte que les composants choisis

résistent aux contraintes en fonctionnement normal et dans les conditions de défaut définies
dans |'lE6FR-64644

Les caractéristiques opérationnelles du DPCC sont communiquées sous forme\de gourbes
caractgristiques du dispositif permettant de calculer l'effet de la protection danmps une
applicdtion individuelle. L'exemple de la Figure HH.1 représente les courbes types des
fusibles.
2
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Figure HH.1 — Courbes caractéristiques temps/courant des
éléments de remplacement NH de taille 000 — 3 gG CA 400 V IEC 60269-2

Lorsqu'un IACD avec détection de lumiére est utilisé, le fabricant du dispositif ne peut pas
fournir de courbe caractéristique pour I'lACD. Le temps de déclenchement est influencé par
I'intensité lumineuse (luminance) au point d'emplacement du capteur dans I'EAP.

L'intensité lumineuse au point d'emplacement du capteur varie selon les différents montages
effectués et est influencée par I'emplacement et I'orientation du capteur par rapport au point
d'amorcage d'arc et au mouvement de I'arc. Dans la plupart des cas, I'arc n'est pas dans la
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ligne de visée directe du capteur. Cela peut s'expliquer par l'orientation du capteur ou
I'emplacement d'autres dispositifs et composants qui créent un ombrage sur le capteur. Par
conséquent, les caractéristiques de réflexion des surfaces dans I'EAP ont un impact
significatif sur le temps de déclenchement.

Pour prévenir tout fonctionnement involontaire d'un IACD par capteur optique di a des
sources lumineuses (par exemple, source de lumiere photographique), il est courant d'utiliser
un moyen de détection supplémentaire (par exemple, une surintensité). Lorsqu'un dispositif
de détection de courant ou un autre moyen avec signal de confirmation est employé, le temps
de fonctionnement total peut étre différent et la valeur de consigne peut influencer le temps
de déclenchement total.

Des IALCD différents présentent des performances différentes.

Outre J'IACD, les caractéristiques de I'lARD ont un impact significatif sur.le: niveau de
dommdgges.

Le lien| entre I'AMS, I'EAP et les paramétres de l'alimentation électrique est trop complexe
pour définir une performance de I'lAMS normée. Le fabricant de I'EAP peut aider le ¢lient a
choisir|la meilleure solution pour son application individuelle. -De*maniére générale, des
essais| sont a réaliser conformément au présent document et en complément a
I''EC TR 61641.

HH.2.2] Tension d'emploi

L'évalufation d'une application individuelle exige la réalisation d'essais & un niveau de {ension
conforme aux exigences particuliéres des différents essais. Normalement, un niveau de
tension plus élevé améliore la détection, mais’peut entraver la limitation du défayt d'arc
interne

Le risqpe d'amorcage d'arc et de réamorc¢age d'arc aprés extinction d'un arc est lié a 19 valeur
de la tgnsion d'emploi.

HH.2.3 Courant de court-circuit

Le nivgau de dommages et\l'intensité lumineuse sont fonction de I'énergie d'arc f(Earc).

Selon [fénergie Earc (voir 10.101.4.4), un niveau accru de dommages doit généralemgnt étre
attendy, avec des valeurs de courant de court-circuit plus élevées.

Une vdleur inferieure de court-circuit réduit I'intensité lumineuse. Cela peut donner ligu a un
temps e déclenchement accru de I'lACD jusqu'au point de non-détection.

Le courant de court-circuit dans un EAP est différent selon Tes différenis emplacements et le
type de défaillance (monophasé, biphasé, etc.). De plus, le courant de défaut d'arc dépend de
I'impédance du défaut d'arc. Cela se traduit par une plage étendue de valeurs de courant de
défaut d'arc dans I'EAP.

L'évaluation d'une application individuelle exige de réaliser des essais pour différents niveaux
de courant de court-circuit jusqu'au niveau de courant de court-circuit présumé indiqué au
point de connexion de I'EAP.
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